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A Dontobizottsag a jogorvoslati kérelemnek helyt ad és megallapitja, hogy az ajanlatkérd
megsértette a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 69. §
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A Dontbbizottsag kotelezi az ajanlatkérdt, hogy a hatdrozat kézbesitésétdl szamitott 8 napon
beliil fizessen meg a kérelmezd részére 299.567.-Ft, azaz kétszazkilencvenkilencezer-
Otszazhatvanhét forint igazgatasi szolgaltatasi dijat. A jogorvoslati eljards soran felmeriilt
egyeb koltségeiket a felek maguk viselik.

A hatarozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatarozat ellen a Févarosi Torvényszék elott
kozigazgatasi per indithatd, a hatarozat kézbesitésétdl szamitott tizendt napon belil. A
keresetlevelet a Fovarosi Torvényszékhez cimezve, de kizardlag a Dontdbizottsaghoz kell
elektronikus  uton  benyujtani. A keresetlevél  benyUjtdsdnak a  hatdrozat
végrehajtasara/kozigazgatasi cselekmény hatalyosuldsara nincs halaszto hatélya.

INDOKOLAS
A jogorvoslat alapjaul szolgalo tényallas

1. Az ajanlatkérd a Kbt. Méasodik Része szerinti nyilt eljarast megindit6 ajanlati felhivasa
2018.05.18-an kertilt feladasra az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban 2018/S 095-215381
szamon. A felhivas 2018/S 120-273331 szamon modositasra kertilt.

2. A felhivas 11.1.4) pontjaban a kézbeszerzés meghatarozasa korében rogzitésre kertilt,
hogy eszkozbeszerzést kivan az ajanlatkéré megvalositani a ,,Fenntarthato és koltséghatékony
00102 palyazat” keretein beliil a kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint,
az alabbi bontdsban:

1. ajanlati rész: DSC kaloriméter

2. ajanlati rész: HPHT reométer (viszkoziméter)

3. ajanlati rész: Pasztazo elektronmikroszkép (FEG-SEM) EDS/EDX detektorral

3. A felhivas 11.1.6) pontjaban a részekre vonatkozd informaciok kozott ajanlatkérd
kozolte, hogy az ajanlatok benyujthatok valamennyi részre

4. A felhivas 1.2.4) pontjaban a 3. részre az ajanlatkéré meghatarozta, hogy 1 db pasztazé
elektronmikroszkopot kivan (FEG-SEM) beszerezni EDS/EDX detektorral a kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozottak szerint.

Pasztazo elektronmikroszkdp (scanning electron microscope, SEM). A miszer alkalmas kell,
hogy legyen nanométeres felbontdssal barmilyen minta feliiletének morfologiai és elemi
Osszetételi vizsgalatdra, nemcsak nagyvakuumban, hanem kisvdkuumban is. A mikroszkop
tartozéka egy energiadiszperziv rontgenspektrométer (EDS), amellyel a mikroméretii fazisok
elemi Osszetétele meghatarozhatd. A megajanlott elektronmikroszkop a tartozékaival egyiitt 0
gyartasu, nem hasznalt késziilék, amely funkciondlisan miitkdddképes rendszert alkot. Az
ajanlati ar magaban foglalja a szallitds, lizembe helyezés, a felhasznaldi szintli oktatas
koltségét 8 ordban, min. 3 f6 részére, valamint a szoftver felhasznaloi joganak biztositasat.
Jotallas: a sikeres atadas-atvételtdl szamitott 12 honap teljes kort jotallas.

S. A felhivas 11.2.5) pontjaban az értékelési szempontokként a kovetkezdket hatarozta
meg az ajanlatkérd a 3. részben:



Részszempont Sulyszam
31 Netté Ajanlati Ar (amely magaban foglalja a szallitas, {izembe helyezés, 60
" | valamint a felhasznaldi szintii oktatas koltségét 8 oraban, min. 3 {6 részére)
Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor)
3.2. SN . . . 10
gyorsitofesziiltség mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer)
Képfelbontas legjobb értéke alacsonyvakuumban, 30 kV (SE detektor)
3.3. S . . . 5
gyorsitofesziiltség mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer)
34 Nedves vagy nem vakuumtiiré mintak vizsgalatdhoz 4000 Pa kamranyomas is 5
" | elérhet6 (igen/nem)
35 Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €16 képen masodik szoftver 5
" | megnyitasa nélkiil (igen/nem)
A vizsgalt teriilet valds idejii elemanalizise a SEI/BEI megfigyelés kozben
3.6. | (kép, spektrum, analizis eredménye és az elemek egyszerre megjelenitettek) 5
(igen/nem)
37 Folyamatos nagyitds optikai képrél (pl. navigacidos kép) az 5
" | elektronmikroszkopos képig (igen/nem)
3.8. | 3 év garancia a fényforrason (igen/nem) 3
3.9. | Zart rendszer( hiitberendezés (igen/nem) 2
6. Az ajanlatkéré megadta az ajanlattételhez sziikséges tovabbi eldirasait, meghatarozta

az eljarasi hataridoket, tovabbd a kozbeszerzési dokumentumok kozott rendelkezésre
bocsatotta a beszerzendo eszk6zok miiszaki leirasat, tovabba az értékelésre vonatkozo tovabbi
részletes eldirasait.

7.

A 3. részre vonatkozo muszaki leiras a kovetkezoket tartalmazta.

Pasztazo elektronmikroszkdp (scanning electron microscope, SEM). A miszer alkalmas kell,
hogy legyen nanométeres felbontdssal barmilyen minta feliiletének morfologiai és elemi
Osszetételi vizsgalatara, nemcsak nagyvakuumban, hanem kisvdkuumban is. A mikroszkop
egy energiadiszperziv rontgenspektrométer (EDS), amellyel a mikroméretli fazisok elemi
Osszetétele meghatarozhat6. A megajanlott elektronmikroszkop a tartozékaival egyiitt 0j
gyartasu, nem hasznalt késziilék, amely funkcionalisan miikodoképes rendszert alkot.

Elvart miiszaki paraméterek Dg‘:;:}g:ls
Elektronagyt: nagy aramu, alacsony zaju Schottky-emitter igen
Gyorsitofesziiltség: Igen
Valtoztathat6 az 0,5-30 kV tartomanyban
Nyaldbaram: folyamatosan szabalyozhatd és eléri a 20 nA-t Igen
Vakuumrendszer:
Mind nagyvakuumban, mind alacsonyvakuumban tizemeltethetd a mikroszkop:
nagyvakuum moédban legfeljebb 10 Pa nyomas; 'gen
130 Pa mintakamra nyomas is elérheto.




Felbontas (30 kV gyorsitofesziiltségnél):
-nagyvakuum modban legfeljebb 1,5 nm; lgen
-alacsonyvakuum moédban legfeljebb 2 nm. g

Felbontas 1 kV gyorsitofesziiltségnél, -nagyvakuum modban legfeljebb 4,5 nm.

Elektronoptika és pasztazo elektronika:
-kiils6 magneses tértdl mentes objektivlencse; Igen
-valtoztathato pixelstiriiségli pasztazas

- driftkorrigalt képintegralas

Mintaasztal, mintatartok:

-X-y iranyban legalabb 80x60 mm, z iranyban legalabb 40 mm mozgast engedd, donthetd és Igen
forgathat6, mind az 5 tengelyen motorizalt, eucentrikus és/vagy kompucentrikus mintaasztal

Detektorok:
-Everhart-Thornley SE detektor; lcen
-alacsonyvakuumhoz SE detektor; g

-alacsony gyorsitofesziiltségen is hasznalhatd tobbszegmensii szilardtest-BSE detektor.

Mintakamra:

- belsé atmérd legalabb 200 mm
- max. mintamagassag legalabb 60 mm Igen
- max. minta-tomeg legalabb 500 gramm
- portok szama > 10 db

EDS rendszer:

A Be ¢és annal nehezebb elemek detektalasara alkalmas, konnylielemes ablakkal ellatott,
folyékony, nitrogén nélkiil tizemeltethetd Si drift detektor (SDD).

-legalabb 25 mm? aktiv feliilet;

-legfeljebb 129 eV felbontas (Mn Ka csucsnal, 100000 beiitésszam/sec mellett);
-tdbbpontos, vonal menti elemzés és ultragyors elemtérképezés;

Igen

-a rendszerhez tartozé6 munkaallomas, kliens-szerver architektura, szoftver.

-automatikus kalibracio;

Egyéb feltételek

kompresszor stritett levegéhdz (amennyiben a rendszerhez sziikséges);

-mikroszkop vezérlés 64 bit Windows operacids rendszer alatt (munkaallomassal és egy 24”
LCD monitorral).

Igen

Szallitas, tizembe helyezés, kezeldk betanitasa:
szallitas, lizembe helyezés, atvétel a garantalt paraméterek teljesitésekor; Igen
egynapos (8 oraban) kezeldi betanitas akar tobb (minimum 3 {6) személy részére

Garancia:

A sikeres atadas-atvételtdl szamitott 1 év teljes koOrli helyszini garancia, beleértve a Igen
meghibasodott alkatrészek cseréjét.

8. A kozbeszerzési dokumentdcioban a 3.2. értékelési részszempont tekintetében az
ajanlatkéré kozolte, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezobb. A képfelbontas legjobb
értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett also hataraként 1
nanométert (legkedvezdbb), felsd hataraként 2 nanométert (legkedvezdtlenebb) hatarozott
meg, mely alapjan a 2 nanométer megajanlas 0 pontot kap, az 1 nanométer vagy az annal
kedvezbb megajanlds egyardnt 10 pontot kap. A tovabbi ajanlatok a maximalis
(legkedvezdtlenebb) ¢s minimalis (legkedvezdbb) ajanlati értékek kiilonbségéhez viszonyitva



- 3 (harom) tizedes jegy pontossaggal és a kerekités altalanos szabalyai szerint szamolva-
kapnak pontot. A 2 nanometert meghaladé megajanlasokat érvénytelenné nyilvanitja.

9. Az ajanlatok értékelése a 3.5. és a 3.7. értékelési részszempontok esetében
amennyiben az ajanlattevé vallalja az el6irt miiszaki paraméter megvalodsitasat, akkor 10
pontot kap, amennyiben nem, 0 pontot kap. Az ajanlathoz csatolni kell a megajanlott termék.

10. Az ajanlatkérd a felhivas VI.3) pontjaban eldirta, hogy a benyujtott ajanlatban csatolni
kell a megajanlott termék paramétereit, tulajdonsagait bemutaté miiszaki leirast.

11. Az ajanlatkérd a gazdasagi szerepldk altal feltett kiegészitd tdjékoztataskérésekre —
tobbek kozott 2018.06.13-an — a kovetkezdket kozolte.

,»3. kérdés (3. rész)

3.2. Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség
mellett.

A felbontas mérésére a gyartok eltérd modszereket alkalmaznak, mint pl. az ISO kompatibilis
derivativ eljaras, vagy a 25/75% illetve 35/65% arannyal végzett szél kontrasztos
meghatarozads. Ezek a mérések ugyanazon kép esetében eltérd szameredményeket
mutathatnak.

Kérjik Tisztelt Ajanlatkérdt a felbontds mérésének meghatarozasara, illetve az ajanlatban
mikroszkopos képpel torténd igazolds eldirdsara.

Valasz:

A felbontas mérése az ISO/TS 24597:2011 szerint értelmezendd, lasd: (1.) Microbeam
analysis - Scanning electron microscopy - Methods of evaluating image sharpness, 1ISO/TS
24597:2011(E)  ¢és (2.) Microsc. Microanal. 22 (Suppl 3), 2016.
d0i:10.1017/S1431927616003998.”

5. kérdés (3. rész)

»3.5. Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €16 képen masodik szoftver
megnyitasa nélkiil.

Ez azt jelenti, hogy ugyanazon szoftver kezdje a képalkotast és az EDS analizist?

Vilasz:
Igen, ugyanazon szoftver kezelje a képalkotast és az EDS analizist.”

6. kérdés (3. rész)

»3.6 .A vizsgalt teriilet valos ideji elemanalizise a SEI/BEI megfigyelés kozben (kép,
spektrumanalizis eredménye és az elemek egyszerre megjelenitettek).

Ebben a pontban az EDS spektrumnak egy iddben kell megjelennie az é16 képen Kijelzett
képpel?

Vilasz:
Igen, ebben a pontban az EDS spektrumnak egy id6ében kell megjelennie az é16 képen kijelzett
képpel.”

7. kérdés (3. rész)

,,3.7. Folyamatos nagyitas optikai képrdl (pl. navigacids kép) az elektronmikroszkdpos képig
Tehat a funkcio folyamatos atmenetet jelent optikai és elektronmikroszkopos nagyitas kozott
ugyanazon gomb hasznélatival?



Vilasz:
Igen, a funkcio folyamatos atmenetet jelent optikai és elektronmikroszkdpos nagyitas kozott
ugyanazon gomb hasznalataval.”

12. Az ajanlattételi hataridében a 3. rész tekintetében az alabbi ajanlattevok nyujtottak be
ajanlatot:

- Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kift.
Netto Ajanlati Ar HUF (amely magaban foglalja a szallits, iizembe helyezés, valamint a
felhasznaloi szintli oktatas koltségét 8 oraban, min. 3 {6 részére): 62 500 000
Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett
(min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1
Képfelbontas legjobb értéke alacsonyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség
mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1,3
Nedves vagy nem vakuumtlird mintak vizsgalatdhoz 4000 Pa kamranyomas is elérhetd: Igen
Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €l6 képen mésodik szoftver megnyitasa
nélkil: Nem
A vizsgalt teriilet valos idejii elemanalizise a SEI/ BEI megfigyelés kozben (kép, spektrum,
analizis eredménye ¢€s az elemek egyszerre megjelenitettek): Igen
Folyamatos nagyitas optikai képrol (pl. navigacios kép) az elektronmikroszkopos képig: Nem
3 év garancia a fényforrason: Igen
Zart rendszer( hiitéberendezés: Igen.

- Carl Zeiss Technika Kift.
Netté6 Ajanlati Ar HUF (amely magaban foglalja a szallitas, iizembe helyezés, valamint a
felhasznaloi szintli oktatas koltségét 8 ordban, min. 3 {6 részére): 58 196 850
Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett
(min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1
Képfelbontas legjobb értéke alacsonyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitdfesziiltség
mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 2
Nedves vagy nem vakuumtiiré mintak vizsgéalatdhoz 4000 Pa kamranyomas is elérhetd: Nem
Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €l0 képen mésodik szoftver megnyitasa
nélkiil: Igen
A vizsgalt teriilet valds idejli elemanalizise a SEI/ BEI megfigyelés kdzben (kép, spektrum,
analizis eredménye €s az elemek egyszerre megjelenitettek): Igen
Folyamatos nagyitas optikai képrdl (pl. navigacios kép) elektronmikroszkopos képig: 1gen
3 év garancia a fényforrason: Igen
Zart rendszer( hiitéberendezés: lgen

Az ajanlattevé szakmai ajanlata a kovetkezoket tartalmazta:

Minimalis | Megajanlott
Elvart miiszaki paraméterek o termék

elvaras .

parameterei

Elektronagyt: nagy aramu, alacsony zaju Schottky-emitter igen igen
Gyorsitofesziiltség: lgen 0.02 kV-30
Valtoztathaté az 0,5-30 kV tartoméanyban 9 kv
Nyalabaram: folyamatosan szabalyozhato és eléri a 20 nA-t lgen igen




Vékuumrendszer: |<92e)?i0_ 4Pa
Mind nagyvakuumban, mind alacsonyvakuumban tizemeltetheté a mikroszkop:
. ; ; 3 o Igen max. 133Pa
nagyvakuum modban legfeljebb 10 Pa nyomas;
130 Pa mintakamra nyomas is elérhetd.
Felbontas (30 kV gyorsitofesziiltségnél): Lgmen, 10
-nagyvakuum modban legfeljebb 1,5 nm; Igen gen 20
-alacsonyvakuum moédban legfeljebb 2 nm. nm ’
Felbontas 1 kV gyorsitofesziiltségnél, -nagyvakuum modban legfeljebb 4,5 nm. igen:1.8
gen:1.8 nm
Sy . igen
Elektronoptika és pasztazo elektronika: igen
-kiilsé magneses tértdl mentes objektivlencse; Igen igen
-valtoztathato pixelsiiriiségli pasztazas
- driftkorrigalt képintegralas
igen,
Mintaasztal, mintatartok: XY=125x1
-X-y iranyban legalabb 80x60 mm, z iranyban legalabb 40 mm mozgast engedd, Igen 25mm,
dontheté és forgathatd, mind az 5 tengelyen motorizalt, eucentrikus és/vagy Z=50mm,
kompucentrikus mintaasztal dontés,
forgatas
Detektorok: igen
-Everhart-Thornley SE detektor;
-alacsonyvakuumhoz SE detektor; Igen
-alacsony gyorsitofesziiltségen is hasznalhatdé tobbszegmensii szilardtest-BSE
detektor.
igen, 365
Mintakamra: mm atmero,
- belsé atmérd legalabb 200 mm 275 mm
- max. mintamagassag legalabb 60 mm Igen max minta
- max. minta-tomeg legalabb 500 gramm magassag, 5
- portok szama > 10 db kg tomegig
terhelhetd
igen,30mm
EDS rendszer: 2, 129V,
A Be és annal nehezebb elemek detektalasara alkalmas, konnytielemes ablakkal Igen,
ellatott, folyékony, nitrogén nélkiil izemeltethetd Si drift detektor (SDD). minden mas
-legalabb 25 mm? aktiv feliilet; | feltétel
-legfeljebb 129 eV felbontas (Mn Ka csucsnal, 100000 beiitésszam/sec mellett); gen teljesil
-tdbbpontos, vonal menti elemzés és ultragyors elemtérképezés;
-a rendszerhez tartozé munkaallomas, kliens-szerver architektara, szoftver.
-automatikus kalibracio;
igen
Egyéb feltételek
kompresszor siiritett levegéhdz (amennyiben a rendszerhez sziikséges); Igen
-mikroszkop vezérlés 64 bit Windows operacios rendszer alatt (munkaallomassal
és egy 24” LCD monitorral).
Igen,
Szallitas, lizembe helyezés, kezelok betanitasa:
szallitas, lizembe helyezés, atvétel a garantalt paraméterek teljesitésekor; lgen
egynapos (8 6raban) kezeldi betanitas akar tobb (minimum 3 {6) személy részére
Garancia: igen
A sikeres atadas-atvételtdl szamitott 1 év teljes korti helyszini garancia, beleértve | Igen

a meghibasodott alkatrészek cseréjét.




Az ajanlatban a kovetkezd termékleiras keriilt benyujtasra a megajanlott ZEISS Sigma
elektronmikroszkop tekintetében.

»A Sigma csalad téremisszios szkenning elektronmikroszkopjai a mintakrol igen magas
kovetelményeket teljesité képeket szolgaltatnak, ugyanakkor minden kovetelményt kielégito
analitikai feladatokat is teljesitenek.

A Sigma csalad két tagja, a Sigma 300 és a Sigma 500 kozotti valasztas lehetdvé teszi Onnek
a legjobb dontést céljanak elérésére.

A kivalo képek készitésének strukturajat és produktivitasat az intuitiv 4-lépéses
munkafolyamat teszi lehetévé. Alkalmazasaval megvalosithatja a legkedvezébb 1d6 —
képkészités folyamatot: lecsokkentheti a betanulasi idot a feladat tokéletes begyakorlashoz. A
Sigma rendszerekben az osztalydban legjobb EDS geometria ndveli analitikajanak
produktivitasat, kiilonosen a besugarzasra ¢érzékeny mintdk esetén. Az analitikai
eredményeket a szokdsos probadramok felével €s idében kétszeres sebességgel érheti el. A
detektorok a mintakhoz kozelebb vannak elhelyezve, amivel arnyékmentes analitikat lehet
teljesiteni. A Sigmakban megvalositott rovid 8,5 mm-es munkatavolsag és a 35°-os beallitasi
sz0g alkalmazasa is segiti az analitikai vizsgélatok eredményességét.

A késziilékekben a tobb mint husz éve megalkotott Gemini technoldgia alkalmazasa komplett
¢s nagy hatasfogi detektaldst, kivalo felbontast nyujt. A Gemini objektiv lencse az
elektrosztatikus és a magneses mezok kombindldsdval maximalizalja az optikai leképzés
teljességét és minimumra csokkenti az elektromos/magneses mezdknek a mintara alkalmazott
hatésat.

(...)

Az alkalmazhat6 detektorok sokasdga a Sigma késziilékek sokoldalu felhasznalasat szolgalja:
tobbek kozott biologiai preparatumok, részecskek, feliiletek, nanostruktirak, vékony filmek,
bevonatok, vékony rétegek vizsgalhatok. A Gemini detektalas hatdsos jelérzékelést valosit
meg az SE szekunder elektron detektorok és/vagy a BSE visszaszort elektron detektorok akar
egyiittes alkalmazéasaval. Az ugynevezett InLens detektor az optikai tengelyben kertil
felhasznalasra, amely csokkenti beszabalyozasanak sziikségességét és minimalizélja az 1d6-
leképzés viszonyt.

A Gemini Beam booster technologia garantalja minimalis méreti minta alkalmazasat magas
jel/zaj viszony és ultrakicsiny gyorsitéd fesziiltség esetén is.

A ZEISS Sigma szkenning elektronmikroszkop csaldd a kovetkez6 detektorok és tartozékok
alkalmazasat teszi lehetdvé:

Detektorok | A detektorok/tartozékok felhasznalhatosaga Sigma | Sigma | Sigma | Sigma

és 300 VP 500 VP

tartozékok 300 500

InLens SE | Nagy felbontas, topografikus leképezés + + + +

detektor

InLens Duo | Nagy felbontas, topografikus vagy kevert leképzés X X 0 0

detector

ETSE Magas  vakuumban  topografikus  leképzés  nagy | + + + +

detektor munkatavolsag alkalmazésaval

VPSE-G4 Negyedik generacios valtoztathatdo nyomasu SE detektor X + X +

detektor

C2D Aram detektor nagy teljesitményti valtoztathato nyomast | x 0 X 0
leképzéshez

AsB Kevert és kristalyorientacios leképzéshez 0 0 0 0

detektor

4Q HDBSD | 4 kvandransi nagy teljesitménytt BSE detektor kevert | O 0 0 0

detektor leképzéshez

5S HDBSD | 5 szegmensii nagy felbontasi BSE detektor kiilondsen | 0 0 0 0

detektor alacsony kV-os kevert leképzéshez




YAG-BSD YAG kristalyos szcintillaciés BSE detektor gyors, konnyen | 0 0

detektor hasznalhato kevert leképzéshez

BSD4 BSE detektor 4 parallel kimenettel valds idejii 3D feliilet | x X

detektor metrologias képességgel

MMSTEM Multimédusa STEM detektor bioldgiai és vékony film | 0 0

detektor targyak atmendfényes leképzéséhez

aSTEM Gytirtis STEM detektor atmendfényes leképzéshez X X

detektor

CL detektor | Katoédlumineszcens detektor 0 0 0

3DSM Mintajarél 3D képeket generdl nyomon kovethetd feliileti | 0 0 0

metroldgiai mérésekkel

Airlock Mintak gyors behelyezése 80 mm atmérdig 0 0 0

Large Minték gyors behelyezése 130 mm atmérdig X X 0

Airlock

Plasma Eltavolitja a szénhidrogén szennyezddést a nagy felbontasu | 0 0 0

Cleaner leképzéshez

3View Bioldgiai mintak sorozat leképzéséhez X 0 X

EBSD Visszaszort elektron diffrakcios detektor mikrostrukturalis | 0 0 0

detektor kistallografias analizishez

EDX Energia diszperziv X-sugar analizis nagy felbontasu kevert | 0 0 0

detektor analizishez

WDS detektor Hullamhossz 0
diszperziv
spektroszkopia
alacsony
artefact
nagyfelbontasu
kevert
analiziséhez

Jelolések: + standard detektorok/ tartozék
o0 opciodsan beszerezhet6 detektorok/tartozékok

x nem beszerezhetd (nem alkalmazhato) detektorok/tartozékok

A Sigma szkenning elektronmikroszkdpok miiszaki paraméterei:

ZEISS Sigma 300

Elektron forras

Schottky termikus téremisszio

Felbontas @ 15 kV 1,2 nm

Felbontas @ 1 kV 2,2nm

Visszaszort elektron detektor HDBSD

Maximalis szkennelési sebesség 100 ns/pixel

Gyorsito fesziiltség 0,02 ...30 kV

Nagyitas 10x ... 1.000.000x

Mintaaram 4 pA ... 20 nA (4 nA & 100 nA opcidban)
Kép framek 13 k x 2 Kk pixel

Kapuk 10

EDS kapuk 2 (1 ajanlott kapu)

Az alkalmazhaté vakuumok moddozatai:

ZEISS Sigma 300

Nagy vakuum igen

Valtoztathaté nyomas 2...133 Pa

Asztal tipusa 5 tengelyli kompucentrikus
Asztal X irdnyt mozgatisa 125 mm

Asztal Y irdnyt mozgatisa 125 mm

Asztal Z irany mozgatasa 50 mm

Asztal T irdnyu mozgatasa (dontése) -10 ... +90 fok

Asztal R irdnyl mozgatasa (forgatés) 360°folyamatosan
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A Sigma szkenning elektronmikroszkop belizemeltetését, garancialis és garancia idén tali
szervizét, karbantartasat a CARL ZEISS magyarorszagi markaszervize végzi.

- Image-Science Kft.
Nettd Ajanlati Ar HUF (amely magéaban foglalja a szallitas, izembe helyezés, valamint a
felhaszndloi szinth oktatas koltségét 8 draban, min. 3 {6 részére): 60 140 000
Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett
(min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1,2
Képfelbontas legjobb értéke alacsonyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség
mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1,5
Nedves vagy nem vakuumtlird mintdk Nem vizsgalatadhoz 4000 Pa kamranyomas is elérheto:
Azonnali pontelemzés a szekunder €s visszaszort él0 képen mésodik szoftver megnyitdsa
nélkiil: Igen
A vizsgalt teriilet valds idejii elemanalizise a SEI/ BEI megfigyelés kdzben (kép, spektrum,
analizis eredménye €s az elemek egyszerre megjelenitettek): Igen
Folyamatos nagyitas optikai képrol (pl. navigacios kép) az elektronmikroszkdpos képig: Igen
3 év garancia a fényforrason: Nem
Zart rendszert hiitéberendezés: Nem

- JEOL (EUROPE) SAS
Netté Ajanlati Ar HUF (amely magaban foglalja a szallitas, iizembe helyezés, valamint a
felhasznaloi szintli oktatas koltségét 8 6raban, min. 3 6 részére): 60 120 000
Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett
(min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1,1
Képfelbontas legjobb értéke alacsonyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség
mellett (min. 2 nanométer — max. 1 nanométer): 1,5
Nedves vagy nem vakuumtiird mintak vizsgéalatdhoz 4000 Pa kamranyomas is elérhetd: Nem
Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €16 képen masodik szoftver megnyitasa
nélkil: Igen
A vizsgalt teriilet valos idejii elemanalizise a SEI/ BEI megfigyelés kozben (kép, spektrum,
analizis eredménye €s az elemek egyszerre megjelenitettek): Igen
Folyamatos nagyitas optikai képrol (pl. navigacios kép) az elektronmikroszkdopos képig: Igen
3 év garancia a fényforrason: Igen
Zart rendszer( hiit6berendezés: Igen

13. Az Osszegezést 2018. szeptember 26-an kiildte meg az ajanlatkéré az ajanlattevok
részére. A 3. rész tekintetében érvényes ajanlattevd lett a Carl Zeiss Technika Kft., a
kérelmez6, az Image-Science Kft. valamint az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft.
Nyertes ajanlattevoként a Carl Zeiss Technika Kft.-t nevesitette.

14. A kérelmezd 2018. oktober 2-an iratbetekintésen vett részt, majd 2018. oktober 5-én
kelt elézetes vitarendezési kérelmében kifogasolta az ajanlatkéronek a nyertes ajanlattevo
3.2.,3.5. és a 3.7. értékelési részszempontra adott vallalasat, annak elfogadasat.

»A 3.2. Képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség
mellett 1 nm megajanlas tekintetében az ,,ajanlatkéré 2018.06.13-i kiegészitd tajékoztatasa
alapjan a felbontast az ISO/TS 245597:2011 szerinti derivativ médon kérte meghatarozni. A
megajanlott termék (Zeiss Sigma 300) katalogusaban (1. sz. melléklet) a felbontasi értékeknél
a kovetkezd adatok talalhatok (30. old.):

Zeiss Sigma 300
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Schottky fényforras 1.0 nm

Elektronforras

Felbontas* 30 kV-on (STEM)

Felbontas * 15 kV-on

1.0 nm 1.6 nm 2.0 nm

Felbontas * 1 kV-on

Felbontas * 30 kV-on (VP mod)

*optimalis munkatavon, az lizembe helyezés sordn, a felbontas az atvételi teszten 1kV-on és
15 kV-on igazolt.

A fenti adatok alapjan a 30 kV-os felbontdas STEM moddban 1,0 nm, ugyanakkor a

katalogusban opcionalisnak feltiintetett (detektorlista 1. sz. melléklet 28. old.) STEM

detektort nyertes ajanlattevé ajanlati ara nem tartalmazza. A felbontas igazolasa a

megjegyzes alapjan csak 1 és 15 kV-on garantalt, igy 30 kV-os érték az atvételi teszten nem

all rendelkezésre, a felbontasi érték nem igazolhato. Az ajanlatbol ennek megfeleléen nem

deriil ki, hogy a termék ISO kompatibilis derivativ eljarassal 30 kV-on teljesiteni tudja az 1,0

nm felbontast SEM ilizemmodban.

A fentiek alapjan megallapithat6, hogy a megajanlott Zeiss Sigma 300 nem teljesiti a nyertes
ajanlattevd altal a 3.2. értékelési szempont tekintetében megjeldlt 1 nm értéket.

3.5. Azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €16 képen masodik szoftver megnyitasa
nélkiil részszempontra adott igen vallalasnal ez a funkcio akkor teljesithetd, ha az FESEM
vezérld operaciés rendszere ugyanabban az idOben, egyszerre kezeli a pasztazo
elektronmikroszkop (SEM) az €16 kép és az elemanalizis funkcidkat.

A Zeiss Sigma VP FESEM hasznalati utmutatdja (2. sz. melléklet) 9. oldalan talalhato
informaciok szerint (1.2.1. Software startup) a Sigma 300 a SmartSEM operacios rendszert
hasznalja, mely csak a SEM funkcidkat vezérli, mig az elemanalizist nem. A Zeiss nem
energia diszperziv spektrométer gyartd, a szekunder és visszaszort €16 képen a pontelemzés
elvégzésére egy kiilsé EDS gyarté masodik szoftverét (pl. APEX szoftver) kell megnyitnia.

A kérelmez6 estében a pasztazast és az EDS analizist egy scan generator latja el egy szoftver
iranyitasaval, mig Zeiss esetében két scan generatorra és két szoftverre van sziikség.

A fentiekben hivatkozott felhasznaldi utmutatd relevans részének (9. oldal 1.2.1. pont)
felelds forditasa:

,,1.2.1 Software Startup

The microscope is controlled entirely by the SmartSEM software

suite developed by Zeiss.”

,,1.2.1 Szoftver inditasa

A mikroszkopot teljes mértékben a Zeiss altal kifejlesztett SmartSEM szoftver vezérli.”

A fentiek alapjan megéllapithato, hogy a megajanlott Zeiss Sigma 300 nem teljesiti a nyertes
ajanlattevo altal a 3.5. értékelési szempont tekintetében megjelolt feltételeket.

3.7. Folyamatos nagyitas optikai képrdl (pl. navigacids kép) az elektronmikroszkopos képig
részszempontra adott igen valasz tekintetében az ajanlatkéré 2018.06.13-i kiegészitd
tajékoztatasa alapjan, az értékelési szempontban megjeldlt funkcidt egy gomb hasznalataval
kell elérni. Folyamatos nagyitas optikai, vagy navigacids képrdl az elektronmikroszkopos
képig a nagyitas valtoztatasara szolgald6 gomb hasznélataval akkor teljesithetd, ha az optikai,
vagy navigacios kép és az elektronmikroszkdpos kép egymasba beagyazott. Az optikai, vagy
navigacios kép nagyitas nélkiil (vagy kevesebb, mint 1x nagyitassal) kijelzett. A megajanlott
termék a katalogusa (1. sz. melléklet) alapjan nem tud nagyitani az optikai képrdl az
elektronmikroszkopos képig (x600.000) egy gomb hasznélataval. A katalogus (1. sz.-
melléklet) 8. oldalan lathato kép mutatja be a kamera képét, melyet a lokacié meghatarozasara
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hasznalnak. Ez a kép nem bedgyazott az elektronmikroszképos képbe, igy a nagyitas nem
folyamatos. A katalogus szerint az elektronmikroszkoépos nagyitas alsd hatara xI0, igy az
optikai és elektronmikroszkopos kép kozott rés van.

A 2. sz. melléklet 1.3.3. pontja mutatja be a navigacios rendszer mikodését:

,»A felhaszndlonak a navigdcidhoz a Stage Navigation ablakot, a f6& képernydn kell
megnyitnia, majd ez utan térhet vissza az a nagyitas valtoztatasara szolgaldo gombhoz a Zeiss
SEM Stage Control Board-on a tovabbi beallitasokhoz. Fentiekre tekintettel Zeiss nem
teljesiti a fenti értékelési részszempontot.

A fentiekben hivatkozott felhasznaloéi utmutatd relevans részének (13. oldal 1.3.3. pont)
felelds forditasa: ,,A Stage Navigation eszkoz a oldalt rogzitett panelbdl elindithatd, amely a
fonézeti ablak jobb oldalan talalhat6. Nyissa le a panelen 1év6 nyilat, majd kattintson duplan
a Stage Navigation elemre. A megnyil6 ablakban a kivalasztott mintatart6 elektron sugarhoz
képest relativ helyzetét mutatja oldal- és feliilnézetben. Fontos, hogy a hasznélatban 1év6
mintatartd a Sample Holder lenyilé meniibdl legyen kivalasztva, mely az ablak jobb alsé
részének kozelében taldlhatd. A megfeleld kivalasztds utan a megfeleld minta megtalalasa
dupla kattintassal a megfeleld cimkén a legdrdiild feliilnézeti karusszel nézetben torténik:
Fontos, hogy nagy mozgatas eldtt, mely gyakori a hasznalatban, a TV detektor csatorna
legyen kivalasztva. Amikor a kivant mintateriilet nagyjabol az elektronsugéar vonaldban van,
visszatérhetiink a SEM Stage Control board hasznalatdhoz tovabbi beallitasok elvégzéséhez.”
A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a megajanlott Zeiss Sigma 300 nem teljesiti a nyertes
ajanlattevo altal a 3.7. értékelési szempont tekintetében megjelolt feltételeket.

A kérelmez6 kérte, hogy az ajanlatkéré modositsa a kozbeszerzési eljaras 3. részét lezard
dontését és allapitsa meg, hogy a nyertes ajanlattevd ajanlata érvénytelen a Kbt. 71. § (8)
bekezdés a) és b) pontjara tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapjan.

15. Az ajanlatkérd 2018. oktober 8-an felvilagositast kért a nyertes ajanlattevotol.

A nyertes ajanlattevd a felvilagositasaban kozolte, hogy fenntartja korabbi nyilatkozatat a
megajanlott  készlilék  felbontoképességével  kapcsolatban:  képfelbontds  értéke
nagyvakuumban, 30kV (SE detektor) gyorsitofesziiltség mellett Inm (3.2. értékelési
részszempont)

,»Mint az a katalogusbdl is kideriil, a késziilék mar 15kV gyorsitofesziiltség mellett is tudja
teljesiteni az 1 nm felbontas értéket, nagyobb gyorsitofesziiltség mellett ez az érték még
javulni szokott. A STEM utalas azért keriilt a katalogusba, mert ez az tizemmod dontd részben
a STEM felhasznalok szamara jelent informacidt, hiszen ates6 modban van értelme ilyen
nagy gyorsitofesziiltséget hasznalni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a késziilék ne tudna
teljesiteni a megajanlott feltételt.

A Zeiss a késziiléket egy vezérld szamitogéppel szallitja, amelyben egy teljeskorii vezérlést és
mérést lehetdve tevd integralt szoftverrendszer taldlhatdo. Ennek az integralt
szoftverrendszernek minden ablaka nyitva van a hasznalat soran, a felhasznalénak az EDS
analizis elvégzéséhez nem kell semmilyen mas szoftvert elinditania. A pontelemzés a
szekunder vagy visszaszort elektrondetektoros kép elkésziiltekor azonnal, idébeli késedelem
nélkiil, mas szoftver megnyitasa nélkiil elvégezhetd. (3.5. részszempont)

A megajanlott Sigma 300 tipusu elektronmikroszkép szoftvere képes optikai képek
beolvasasara - akar navigacios célbol is. A megjelenitett optikai kép szokasos, tipikus
nagyitasa és a megajanlott elektronmikroszkop induld nagyitdsa akar azonosan is beallithato.
Tehat - a kérelmezd szohasznalataval - nincsen ,,rés” az optikai és az elektronmikroszkopos
kép nagyitasa kozott. Ez az extrém nagy - akar tobb cm-es - latomezejii mod egyébként a
megajanlott elektronmikroszkdp tipus kiilonlegességének tekinthetd. A nagyitas novelésével
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az elektronmikroszképos kép latomezeje megjelenik az optikai képen, orientdlva a
felhasznalot abban a tekintetben, hogy az optikai képen lathatdé minta melyik részletét lathatja
az elektronmikroszkopos képen. Ehhez a felhasznalénak egy menetben csak a kontrol panelen
vagy - egyéni preferencia alapjan - a szoftverben elhelyezett nagyitds gombot kell hasznalnia,
tehat ezzel egy munkameneten beliil, egy gomb hasznalataval megvalosithato a kért funkcio.
Ezzel az optikai kép nagyitasabol kiindulva folyamatosan, ugras nélkiil lehet nagyitani az
elektronmikroszkdpos képig, teljesitve ezzel a kivant funkciot. Megjegyezni kivanjuk, hogy
az ajanlatkéré nem adott meg konkrét nagyitasértékeket a 2018.06.18.-an adott kiegészitd
tajékoztatasaban ugy, ahogy azt a kérelmez6 indoklasaban kifejti. Tovabba a kérelmezo altal
hosszabban részletezett ,,Stage Navigation” eszkdz egy valdban létezd, masik segédeszkdz,
amely valoban a leirds szerint miikddik, de nincs kdze az el6zdekben leirt atnézeti optikai
képen alapul6 (in. Image navigation - képnavigacios) eszkdzhoz. Tajékoztatasul csatolom az
elektronmikroszkop egy tipikus optikai képpel azonos nagyitdsu atnézeti képét, amelyen a
teljes mintatart6 és kornyezete is latszik.”

16. Az ajanlatkéré 2018. oktdber 12-én elutasitotta a fenti indokok alapjan a kérelmezo
elozetes vitarendezési kérelmét.

A jogorvoslati kérelem

17. A kérelmezd jogorvoslati eljarast kezdeményezett 2018. oktober 24. napjan benyljtott
kérelmével, melyet 2018. oktdber 30. napjan hianypotolt. A jogorvoslati eljaras 2018. oktober
31. napjan indult meg.

A kérelmez6 a jogorvoslati kérelmében kérte a Dontébizottsagot, hogy a Kbt. 165. § (2)
pontjanak d) alpontja alapjan allapitsa meg a jogsértés megtorténtét a kdzbeszerzési eljaras 3.
részében, semmisitse meg az ajanlatkérd eljarast lezar6 dontését tekintettel arra, hogy az
ajanlatkéré mindharom kérelmi elem vonatkozasaban megsértette a Kbt. 69. § (3) bekezdését,
illetdleg a Kbt. 77. § (4) bekezdését azzal, hogy nem megfeleléen pontozta a nyertes
ajanlattevd kifogasolt harom értékelési részszempontra adott vallalasat.

18. Az 1. kérelmi elemben a kérelmezd azt kérte vizsgalni, hogy a nyertes ajanlattevo a
3.2. értekelési szempont tekintetében 1 nanométeres értéket ajanlott meg, ezzel a legmagasabb
pontszamot kapta, azonban az altala megajanlott termék az alabbi objektiv indokok alapjan
nem alkalmas ezen érték teljesitésére.

A 3.2. értékelési részszempont a képfelbontas legjobb értéke nagyvakuumban, 30 kV (SE
detektor) gyorsitofesziiltség mellett elvaras volt.

A Zeiss Sigma 300 elektronmikroszkép nem tudja teljesiteni az elvarast. Az ajanlatkérd
2018.06.13-i kiegészitd tajékoztatasa alapjan a felbontast az ISO/TS 245597:2011 szerinti
derivativ. mdédon kérte meghatarozni. A megajanlott termék katalogusaban a felbontasi
értékeknél a kovetkezd adatok taldlhatok (30. oldalon talalhato tdblazat elsé S sordnak felelds
forditasa): Zeiss Sigma 300

Elektronforras Schottky fényforras

Felbontas* 30 kV-on (STEM) 1.0 nm

Felbontés * 15 kV-on 1.0 nm

Felbontas * 1 kV-on 1.6 nm

Felbontas * 30 kV-on (VP méd) 2.0 nm

*optimalis munkatavon, az lizembe helyezés soran, a felbontas az atvételi teszten 1kV-on és
15 kV-on igazolt.
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A 30 kV-os felbontas STEM moédban 1,0 nm, ugyanakkor a katalégusban opcionalisnak
feltiintetett (detektorlista 4. sz. melléklet 28. oldal, 10. tétel) a STEM detektort a nyertes
gjanlattevo ajanlati dra nem tartalmazza. A felbontas igazoldsa a megjegyzés alapjan csak 1 és
15 kV-on garantalt, igy 30 kV-os érték az atvételi teszten nem all rendelkezésre, a felbontasi
érték nem igazolhat6. Az ajanlatbol ennek megfeleléen nem deriil ki, hogy a termék 1SO
kompatibilis derivativ eljarassal (vagyis STEM detektor hasznalata nélkiil) 30 kV-on
teljesiteni tudja az 1,0 nm felbontast.

Az elbzetes vitarendezésre adott ajanlatkérdi valaszban a ,,nagyobb gyorsitod fesziiltség mellett
ez az érték javulni szokott” megallapitast az ajanlatkéré semmilyen dokumentummal nem
tadmasztotta ala, és ez tényszertien nem igazolhato.

Az ajanlatkérd allaspontja szerint a katalogusban a 30 kV-os gyorsitd fesziiltség 1 nm-es
érteke melletti STEM megjelolést csak utaldsként kezeli a sajatos, atesé-transzmisszios
izemmodu felhasznalasi tertiletre.

A nyertes ajanlattevd altal megajanlott Sigma 300 késziilék haromféle SE képalkotdsi modot
biztosit nagyvakuumban a megfeleld detektorok révén: az SE-In Lens detektorral, SE
Everhart Thornley detektorral és STEM detektorral végezhetd képalkotas.

Nagyvakuumban a Zeiss Sigma 300 késziiléke SE (szekunder elektronok) detektalasra
alapesetben In-lens és Everhart-Thornley detektorokat alkalmaz. 15 kV gyorsitofesziiltségen a
felbontast az SE-In Lens detektor teljesiti. Azonban az SE-In-Lens detektor csak 20 kV-0s
gyorsitofesziiltségig mikodik. Ennek igazolasara csatolta a megajanlott termék tesztelési
eredményeit tartalmaz6 dokumentumot, melynek 6. oldalan szerepl6 6. listaclem rogziti, hogy
a késziilék ,,csak nagy vakuumban, 20 kV gyorsito fesziiltségig alkalmazhato (felelds forditas,
eredeti szoveg: only suitable in high vacuum and with acceleration voltages up to 20 kV)

A 20 kV feletti gyorsitofesziiltség tartomanyban csak az Everhart Thornley (ET) detektor
miikodik, amely viszont nem képes az el6irt 1 nm-es felbontas teljesitésére. A kétféle detektor
kozotti kiilonbség, hogy az In-lens detektor a képi informacié szempontjabdl legfontosabb,
SE1 tipusu elektronokat detektalja és az objektiv lencse felett helyezkedik el, mig az
Everhart-Thornley (ET) detektor a mintakamraban helyezkedik el és zomében az SE2, SE3
tipusu elektronokat detektal, amelyek a minta mélyebb rétegeibdl, illetve iitk6zesbol szarmazd
elektronok. Ezt a ZEISS SIGMA 2. sz. felhasznaloi Gtmutatdja is megerdsiti (39. oldal,
masodik francia bekezdésének felelds forditasa, eredeti szoveg:

The image generated by the ET-SE detector shows less surface structure due to the
contribution from SE3 electrons from the bulk of the specimen (lower layers of the specimen.

Az ET-SE detektor altal Ilétrehozott kép kevesebb felszini szerkezetet mutat a
mintatérfogatbol (a minta mély rétegeibdl) szarmazod SE3 elektronoknak koszonhetden. ..

A fenti kortilmények alacsonyabb felbontast eredményeznek.

A STEM (pasztazo transzmisszids detektalas) az SE detektalastol eltérd képalkotdsi mod,
amely soran a STEM detektor (mely a minta alatt helyezkedik el) a mintdn athalado
elektronokat gytijti, 30 kV gyorsitofesziiltségen eredményesen hasznalhatdé és megajanlott
felbontas teljesitésére alkalmas. Ezen detektalasi modhoz tartoz6 hardver elemet a nyertes
ajanlattevd ajanlata nem tartalmaz.

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a megajanlott Zeiss Sigma 300 nem teljesiti a nyertes
ajanlattevd altal a 3.2. értékelési szempont tekintetében megjeldlt 1 nm értéket.
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19. A kérelmezd a dontdbizottsagi targyaldst kovetden a kérelmével Osszefliggésben azt
adta el6 az allaspontja megerdsitésére, hogy az elektronmikroszkop gyartok minden esetben a
legjobb felbontast adjdk meg késziilékeiknek. Zeiss Sigma katalégusdban 30kV gyorsitd
fesziiltség mellett 1 nm felbontast jelol meg STEM moddban.

Az elektronmikroszkopok esetében az alabbi képalkotdsi modok ismertek.

STEM moéd

STEM (pasztazo transzmissziés — Scanning Transmission) képalkoté mod az SE- szekunder
elektron képalkoté modtol gyokeresen eltér, melyhez dedikalt detektor sziikséges. STEM
detektort a nyertes ajanlattevo ajanlata nem tartalmaz. Az iratbetekintésen megismert szakmai
ajanlata szerint a nyertes ajanlattevo ajanlati ara a kovetkezo detektorokat tartalmazza:

. szekunder elektron detektor alacsony vakuum moédra

. SE szekunder elektron detektor (Everhart Thornley tipusi)
. BSE Visszaszort elektron detektor

. EDS 30mm2 219 eV energia diszperziv spektrométer.

Szintén ezt tdmasztja ald tovabba, hogy a Zeiss Sigma katalogus (Zeiss Sigma katalogus
detektorlista 28 old.) szerint STEM detektor opciondlis tételnek mindsiil, tovabba ezt a
nyertes ajanlattevo jelen jogorvoslati eljarasban tett észrevétele is megerdsiti, melynek II.
pontjdban arr6l nyilatkozott, hogy ,,a megajanlott késziilék képes teljesiteni az eldirast
szekunder elektron detektorral is”.

In-Lens mod
Az In-Lens detektor szekunder elektron detektornak mindsiil, ugyanakkor nem miikodik 30
kV gyorsitd fesziiltségen (Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual 37. oldal
4.2.2.1 pont).

Everhart-Thornley (ET) mod

A fentieknek megfeleléen kizardlag ezen képalkotdsi modban lehet képes arra a késziilék a
megajanlott felbontési érték teljesitésére, amely ugyanakkor az alabbi indokok alapjan nem
lehetséges.

Az ET miikodési elve

Az elektronsugar a minta feliiletéhez érve, behatol a mintaba és kolcsonhatasba 1ép a minta
atomjaival. A kérelmezd altal csatolt képen lathato SE2 jelolésti szekunder elektronok
kolcsonhatasba 1épnek a visszaszort elektronokkal a mintdban és a primer (az elektron
agyibol beesd) elektronsugar hatasara szélesebb teriiletrél érkeznek, igy alacsonyabb
felbontas érhetd el veliik. Hasonlithatdé ez a hagyomdnyos kamera pixel felbontasédhoz:
nagyobb pixel méret kevésbé jo felbontast eredményez; nagy SE2 emisszids teriilet=nagy
pixel, kis SE1 emisszios teriilet=kis pixel.

A gerjesztett terliletrdl masodlagos (SE) és visszaszort (BSE) elektronok 1épnek ki.

Az SE1-el jelolt elektronok kis szdgben a ,,csepp” nyakanak felszini részérdl, kis emisszios
tertiletrdl szarmaznak (az abran ,,.SE escape depth” kis mélységbdl). Mindségileg ezek a
képalkotas szempontjabdl legkedvezObb szekunder elektronok.

BSE (visszaszort) elektronok pedig a gerjesztési térfogat mélyebb részeirdl.

SE2 elektronokat BSE elektronok gerjesztik kiszélesitve a ,,csepp” nyakat

SE3 elektronok BSE elektronok szérdédasabol jonnek létre, a mikroszkdop alkatrészeibdl
szarmaznak, zajt okoznak a képen.

Az ET detektor gytiijtéfesziiltség segitségével vonzza magahoz az elektronokat, igy nem csak
az idealis SEl1-et hanem SE2, SE3 jeleket is, amely alacsonyabb felbontast eredményez
(Forras https://wwwz2.nau.edu/micro-analysis/wordpress/index.php/signals/

Szekunder electron komponensek
https://www2.nau.edu/microanalysis/wordpress/index.php/signals/
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In-lens  és  Everhart Thornley, Zeiss Sigma manual 46. oldal 4.19
http://wwwe.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf
STEM Detektor, Zeiss Sigma manual 64. oldal 4.36
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf
In-lens és Everhart Thornley felbontas kiilonbség, Zeiss Sigma manual 39. oldal 4.2.2.2
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf)

STEM iizemmoddal vald 6sszehasonlités

A STEM ilizemmoddban a transzmisszios elektronmikroszkopidban hasznalthoz hasonlatos,
specialisan vékony mintat alkalmaznak. A minta sziikségszertien a lehetd legvékonyabb (az
elektronok athaladasa érdekében a gerjesztési térfogat mélységénél vékonyabb), igy a mintan
az elektronok athaladnak az elektronok a minta atomjaiban kiilonb6z6 mértékben elnyelddnek
vagy itkozés nélkiil athaladnak, igy alakul ki a sotét-vildgos kontraszt kiilonbség
(transzmisszids mitkddési elv).

Az esetleges szorodasokat, melyek a nem kivanatos elektronjelekbdl erednek egy apertira
(blende) segitségével ,,levagjak”, igy ezek nem torzitjak a képet.

A ZEISS Sigma 300 STEM detektora gytiris félvezetd tipusu, nem alkalmaz
gylijtéfesziiltséget igy a szorédott elektronokat nem vonzza magahoz. Eppen ezért a STEM
detektor altal gylijtott jel nem torzitott SE2 és SE3 elektronokkal. A STEM detektor igy jobb
felbontés értéket ad, mint SEM iizemmodban az ET SE detektor. A nagyon vékony mintat
specialis transzmisszidés mintahordozéra (grid) kell felhelyezni. Ezt a szekunder, in-lens és
STEM detektorok elhelyezkedése szemlélteti (ET SE detector Zeiss Sigma Electron
Microscope Instruction Manual 46. oldal 4.19
http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf, STEM detector Zeiss Sigma Electron
Microscope Instruction Manual 64. oldal Scanning Transmission Electron Microscopy
(STEM) detector, http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf)

Amennyiben tehat a STEM ilizemmoédban 1 nm a legmagasabb felbontidsa a szdban forgd
terméknek, akkor tényszerlien igazolhatd, hogy az Everhart-Thornley detektor nem lehet
képes ezen érték elérésére.

In-Lens moddal valo 6sszehasonlitas

A megajanlott termék esetében az Everhart Thornley detektor SE1 és SE2 szekunder jeleket
detektal, amig az In-lens detektor sokkal kisebb teriiletrdl (kisebb pixel-jobb felbontas) kis
szogben emittalt szekunder elektronokat detektdl, igy in-lens detektor azonos gyorsitd
fesziiltség mellett jobb felbontéassal rendelkezik.

A fenti levezetést alatamasztja Zeiss Sigma Electron Microscope Instruction Manual
dokumentuma 39. oldal 4.2.2.2 pont (www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf), mely az
in-lens detektor eldnyeit mutatja be 6sszehasonlitva az Everhart Thornley detektorral:

A lényegi informaciot a masodik bekezdés masodik mondata tartalmazza: az in-lens detektor
,»idedlis eszkozt jelent a minta felszinének letérképezésére. Még nagy gyorsito fesziiltségen is,
azok a képek, melyek az in-lens detektorbdl szarmazé informécidkat hasznaljék, tobb felszini
informdciot tartalmaznak, mint ami az ET (Everherdt Thornley) detektor hasznalataval
elérhetd lenne.”


http://www.iitk.ac.in/meesa/SEM/SEM_manual.pdf
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Amennyiben tehat a STEM iizemmoddban 1 nm a legmagasabb felbontasa a terméknek, akkor
tényszeriien igazolhatd, hogy az Everhart-Thornley detektor nem lehet képes ezen érték
elérésére.

20. A nyertes ajanlattevl hivatkozott vallalasa megfeleldségének az alatamasztasara a
Wikipédia vonatkozé szocikkére. Eszerint ,,a De Broglie-képlet[6][27] alapjan minél
magasabb a gyorsitofesziiltség, annal alacsonyabb hullamhossz érhetd el. (Louis de
Broglie[28]). Az alacsonyabb hullamhossz az Abbe-egyenlet[29] alapjan nagyobb
felbontoképességet tesz lehetoveé.”

A fenti szovegrészletet csak a hullamhossz tekintetében vizsgalja a felbontast, mas
tényezoket, mint az elektronok mintaban val¢6 iitkdzése, vagy a szini/gombi torzitds nem vesz
figyelembe, amelyek jelentds mértékben befolyasoljak a felbontast. Az idézett szovegrészlet
az alabbi, a nyertes ajanlattevd altal hivatkozott szocikket pontositd bejegyzéssel egyiitt
értelmezendd, melyet dr. Pozsgai Imre, a magyar elektronmikroszkopia uttérdje, szamos
egyetemi tankonyv szerzdje tesz:

»Megkiilonboztetiink pasztdzo elektronmikroszkopot (PEM vagy angolul SEM), pésztazo
transzmisszios elektron mikroszkopot (STEM), transzmisszids elektronmikroszkdpot (TEM)
illetve a TEM/STEM kombinaciot. A szovegben emlitett Abbe-képlet csak a
fénymikroszkopidban és a transzmisszios elektronmikroszkdpiaban relevans, a pasztazod
elektronmikroszkopiaban nem. Klasszikus értelemben vett optikai leképezés, ahol az optikai
torvényei alapjan meghatarozzuk a sugarmenetet ¢és a leképezést, a pasztazo
elektronmikroszkdpban nincs. A PEM elektronoptikajanak egyetlen feladata, hogy vékony
elektronnyalabot allitson el6 és a mintabdl pontonként gyiijtott informaciot (elektronokat vagy
rontgensugarzast vagy fényt stb.) erdsités utdn egy képernydn ugyanolyan sorrendben képpé
alakitsa”.

A cikkben el6fordulé mondat ,,a De Broglie-képlet[6][27] alapjan minél magasabb a
gyorsitofesziiltség, annal alacsonyabb hulldmhossz érhetd el. (Louis de Broglie[28]). Az
alacsonyabb hulldmhossz az Abbe-egyenlet[29] alapjan nagyobb felbontoképességet tesz
lehetové” igaz, de csak a fénymikroszkopra és a transzmisszids mikroszkopra igaz a PEM-re
nem. (A fenti idézet szerzdje Dr. Pozsgai Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vita%3AP%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk
%C3%B3p).

A nyertes ajanlattevé hivatkozott egy, az ELTE oktatoi altal készitett jegyzetre is, mellyel
kapcsolatban az allaspontja a kérelmezdének, hogy az ebben foglalt megallapitasok nem
vonatkoztathatoak jelen esetre, ezek ismételten csak az adott dokumentumbdl onkényesen
kiragadott részletek, a nyertes ajanlattevé allaspontjat alatamasztandd. A dokumentum 11.
abra alapjan ugyanis egyértelmlivé valik, hogy a publikacié soran a kutatok csak az
szekunder, 1-10 nm mélységbdl visszaszort rontgen és auger elektronokat vizsgaltak, igy a
magyarazat csak ezekre vonatkozik.

A nyertes ajanlattevdi gyartdi igazolds nem tartalmazza, milyen felbontasi modszerrel érik el
az 1 nm-es felbontast 30 kV-os gyorsitod felsziiltségen. Az ajanlatkéré az ISO kompatibilis
derivativ eljarast hatarozta meg a felbontds meghatarozasanak modszereként. Ez a
meghatarozasi modszer kép jel/zaj aranyat is szamitasba veszi a felbontds meghatdrozasanal a
szélkontraszt szamitas mellett, igy a felbontasi értékkel szemben szigorubb kdvetelményeket
tamaszt. A Zeiss altal hasznalt felbontds meghatarozasi modszer a 25/75%-os szélkontraszt
modszer (https://www.reliableplant.com/Read/14535/carl-zeiss-sets-world-record-in-
microscopy-resolution: a felbontds szamszaki értéke a 25/75%-os szélkontraszt moédszerrel
kedvez6bb eredményt ad, mint derivalt modszerrel).



https://www.reliableplant.com/Read/14535/carl-zeiss-sets-world-record-in-microscopy-resolution
https://www.reliableplant.com/Read/14535/carl-zeiss-sets-world-record-in-microscopy-resolution
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A nyertes ajanlattevé azon allitasa igaz, hogy nagyobb gyorsitofesziiltség nagyobb a
felbontas, amennyiben ugyanarrdl a detektorrol van szo. A katalogus azonban az 1,0 nm/30
kV felbontasban STEM moadot jeldl meg és nem SE modot.

A legjobb felbontéas akkor érhet6 el szekunder elektron detektorral, ha nincs STEM, vagy in-
lens detektor a konfiguracioban. Ezt a kovetkeztetést a fenti hivatkozasok nem tdmasztjak ala.

A nyertes ajanlattevé azt is nyilatkozta, hogy ,,a modern trendeknek megfeleléen feliileti
vizsgalatanal — tehat alap iizemmodban — a kisebb gyorsitd fesziiltség melletti felbontads a
fontos, ezért adja meg ezt a gyartdé 15 kV gyorsitofesziiltségnél nagyobb gyorsito
fesziiltségeknél jobb lenne a felbontas, de mas hatasok miatt pl. egyes anyagok feltdltddése a
gyakorlatban ez nem alkalmazott.”

Az elektronomkroszkopidban alkalmazott gyorsitofesziiltség tartomanyai az alabbiak:

- 1 kV-ig: ultra alacsony gyorsito fesziiltség

- 1-5 kV-ig: alacsony gyorsité fesziiltség

- 5-10 kV atmeneti tartomany

- 10 kV-on feliil nagy gyorsito fesziiltség.

Ennek megfelelden a 15 kV-os gyorsitd fesziiltség ugyantigy nagy fesziiltség tartomanyba
esik, mint a 30 kKV. Az alacsony, kis energias fesziiltségen mért felbontasi értéket meg is
talaljuk Zeiss Sigma katalogusaban 1kV -nal.

Masrészrol a ,,15 kV gyorsitéfesziiltségnél nagyobb gyorsitd fesziiltségeknél jobb lenne a
felbontds, de mas hatdsok miatt pl. egyes anyagok feltdltddése a gyakorlatban ez nem
alkalmazott” megjegyzés hibas, az atvételi tesztet nem feltoltddd, specialis tesztmintan
végzik, ez nem lehet akadalya a 30 kV gyorsitofesziiltségen elvégzendd tesztnek. Egyébként
30 kV-os gyorsito fesziiltséget altalanosan hasznalnak elemanalizis esetén.

21. A Kkérelmezé allaspontja szerint az ajanlatkéré észrevétele nem tartalmaz j
informaciot. Az ajanlatkérd altal hivatkozott abra
(https://www.globalsino.com/EM/page4603.html) képalairasa: ,,Figure 4603c. Schematic
illustration of spatial resolutions of SEMs with various lenses.” melynek felelds forditasa: a
4603c abra a kiilonb6zd lencsékkel rendelkezé6 SEM-ek térbeli felbontasa sematikus
illusztracidja. A dokumentum ennek megfeleléen nem  detektorokat, hanem
lencserendszereket hasonlit ssze, melyb6l Sigma 300 csak az In-lens lencsét tartalmazza.

Az ET mod tekintetében egyetértett a megallapitassal, hogy Zeiss ET detektor meg sem
kozeliti 20 kV-on az In-lens detektor felbontasat. A tovabbi magyarazatot, mely a felbontést
csak a hullamhosszhoz, mint egyetlen tényez6hdz kapcsolja, a nyertes ajanlattevd észrevételei
esetében mar megcafolta.

Az gjanlatkéro altal hivatkozott Youtube videot tovabb nézve
(https://www.youtube.com/watch?v=mOhNA4bO9KY How to increase SEM resolution) 3:05
percnél a moderator megmagyarazza, miért nem evidencia a felbontds novekedése a
gyorsitofesziiltség novelésével: nagyobb gyorsitd fesziiltség esetén az elektronok mélyebbre
hatolnak a mintdban, nem csak a felszinrdl szarmaz6 szekunder elektronok, hanem mély
rétegekbdl szarmazok is keletkeznek, rontva a képi informacié mindségét.

22. A 2. kérelmi elemben a 3.5. értékelési szempont tekintetében megajanlott ajanlati
elemet kifogasolta a kérelmez6. Ebben azonnali pontelemzés a szekunder és visszaszort €16
képen masodik szoftver megnyitasa nélkiil szerinti funkcio akkor teljesithetd, ha az FESEM
vezérld operacids rendszere ugyanabban az idében, egyszerre kezeli a pasztdzo
elektronmikroszkop (SEM) é16 kép és elemanalizis funkciokat. A Zeiss Sigma VP FE SEM
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hasznalati utmutatdja 9. oldalan talalhatd informaciok szerint (1.2.1. Software startup) a
Sigma 300 a SmartSEM operacids rendszert hasznalja, mely csak a SEM funkciokat vezérli,
mig az elemanalizist nem. A Zeiss nem energia diszperziv spektrométer gyarto, a szekunder
¢s visszaszort €16 képen a pontelemzés elvégzésére egy kiils6 EDS gyarté masodik szoftverét
(pl. APEX szoftver) kell megnyitnia. A kérelmezo esetében a pasztazast és az EDS analizist
egy scan generator latja el egy szoftver iranyitasaval, mig Zeiss esetében két scan generatorra
¢s két szoftverre van sziikség.

,,1.2.1 Software Startup

The microscope is controlled entirely by the SmartSEM software suite developed by Zeiss.”
,,1.2.1 Szoftver inditasa

A mikroszkopot teljes mértékben a Zeiss altal kifejlesztett SmartSEM szoftver vezérli.”

Az elbzetes vitarendezési eljarasban adott ajanlatkérdi valasszal 6sszefliggésben azt emelte ki,
hogy ,nyitva van a vezérld szoftver Osszes szoftver ablaka” nem jelenti azt, hogy a
berendezés képes a pontelemzést kozvetleniil az ¢l6 képen elvégezni, melynek képablakaban
a szekunder ¢€s visszaszort kép egyarant megjelenithetd. Ez akkor lehetséges, ha a képalkotast
¢s a pontanalizist egyetlen szoftver végzi. A Zeiss ugyanakkor nem rendelkezik sajat
gyartmanyu EDS (energia diszperziv spektrométer, pontelemzést végzd) berendezéssel, az
altala megajanlott termék mas gyartdé EDS szoftverét hasznalja, igy ez egy kiilon szoftver,
amelyet a megajanlott késziiléknek hasznalnia kell.

A megajanlott Zeiss Sigma 300 nem teljesiti a nyertes ajanlattevd altal a 3.5. értékelési
szempont tekintetében megjelolt feltételeket.

23. A kérelme ezen elemének az alatamasztasra eldadta, hogy a piaci ismereteit arra
alapozza, hogy a Zeiss nem EDS/EDX energia diszperziv spektrométer gyartd, ezért nincs
olyan sajat szoftvere, mely a két — képalkotd és analizis funkciot egyben ellatna. Ennek
igazolasara csatolta a Magyar Mikroszkopos Tarsasag nyilatkozatat arrdl, hogy az egyesiilet
vezetésének milyen mikroszkdp és EDS gyartokrol van tudomasa, amely hitelt érdemléen
tamasztja ald a piaci informacidit, tovabba ugyanezen allitast igazolja a francia
Elektronmikroszkop Tarsasag elndkének levele (iizleti titok), valamint az elektronmikroszkop
gyartok és forgalmazok honlapja is (http://www.gn-meba.org/constructeurs/distri.htm).

Azt is hangsulyozta, hogy az azonnali pontelemzés az €16 képen masodik szoftver megnyitasa
nélkiil ajanlatkérdi elvards azt jelenti, hogy nem a kép elkésziiltekor (azaz az utan), hanem
pasztazas kozben (€16 képen) a szekunder, vagy visszaszort képen egy pontot kijeldlve a pont
elemanalizis Osszetételét/spektrumat kapjuk. A funkcid ugy ellendrizhetd, ha elmozditjuk a
mintat, a rendszer az 0j pont képanalizis és spektrum adatait veszi fel, nem a mar felvett
adatokhoz adja az analizis eredményeit (amennyiben az el6z6 pont adatait a rendszer nem
torli a pont valtozasakor, az lj pont analizise hamis lesz). A funkcié 0gy érhet6 el, ha a
képalkotast €s az analizist egyetlen szoftver végzi, mivel igy egyetlen péasztazassal elérhetd
mind a kép, mind az analizis informdci6. Az azonos szoftver nem egyenld azzal, ha egy
szamitogépet hasznalunk, melynek minden ablaka nyitva van, vagy szoftverrendszeren beliil
kiilon szoftver/modul kezeli a két funkciot.

Ennek igazolasara hivatkozott a https://www.azom.com/materials-video-
details.aspx?VidID=681 cimen elérhetd, a megajanlott termék mitkodését bemutatod videora.
A videon a Zeiss késziilek Sigma Brucker EDS analitikai rendszerrel van felszerelve, mely
esetén harom monitort lathatd: az elsd a mintatartd optikai képe navigacid szamara, 2. a o
elektronmikroszkdpos képablak, 3. Brucker EDS szoftver ablak. A videdn 3:35 percnél az
operator frissiti az elektronmikroszkopos képet (monitor2), de a Brucker EDS analitikai
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ablakaban (monitor3) kijelzett analizis nem frissiil. Ez azt jelenti, hogy kiilon képalkotd és
EDS elemanalizis szoftver miikodik.

Ezt tamasztja ald tovabba a Zeiss weboldalan taldlhaté  informacio s
(https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html),
amely szerint ,,a felhasznalas javitasara az EDS és a ZEISS SEM vezérlése csak egy PC-t
hasznal. Ugyanakkor a parhuzamos vezérlés a mikroszkop és az EDS vezérléssel ellatott
felhasznal6i interfészek hasznalatdval lehetséges”. A parhuzamos vezérlés a SEM és EDS
vezérléséhez tobb felhasznaldi interfészt hasznal az egynél tobb szoftver vezérlése miatt.

Az gjanlatkérd a vitarendezési kérelemre adott valaszaban, tovabba jelen jogorvoslati eljaras
keretében tett észrevételében akként nyilatkozott, hogy a ,,pontelemzés a szekunder vagy
visszaszort elektrondetektoros kép elkésziiltekor azonnal, idébeli késedelem nélkiil, mas
szoftver megnyitasa nélkiil legyen elvégezhetd.”

Tekintettel tehat arra, hogy kép késziil az analizis soran, semmiképpen sem lehet arrél, hogy
az elemzés €16 képen torténik.

A nyertes ajanlattevl észrevételeire reagalva el6adta, hogy az altala hivatkozottan frissen
megjelent Smart szoftverrendszer tovabbra is két szoftvert/modult tartalmaz, mely kiilon
kezeli a képi és analitikai feladatokat. A SmartSEM ¢és SmartEDX modulok hasonlithatok a
Microsoft Office csomaghoz, ahol a Word és Exel modulok/szoftverek mas feladatokat latnak
el.

Azt is kiemelte, hogy a nyertes ajanlattevé €16 képre vonatkozo definicidja téves. Az
elektronmikroszkdp képalkotdsanak folyamatdban az adott idOpontban torténd pasztazas, és
ugyanabban az idOpontban torténé képalkotas folyamata tekintheté az €16 kép funkcionak,
ebben az iddintervallumban kell a pontelemzést elvégezni, melyet az 4ltala megajanlott
termék képes teljesiteni. Amikor a pasztazas befejezddik, és a kép mentésre kertil a ,,freeze”
(fagyasztas — mentés) funkcioval, az ,,éppen elkésziilt kép” mentett kép, mar nem tekinthetd a
pasztazas folyamataban 1évo €16 képnek.

A képalkotast és az EDS analizis egyetlen szoftvernek sziikséges kezelnie az eldirés
teljesitésére, azzal a kiegészitéssel, hogy mindezt az ¢él6 képen kell teljesiteni. Abban az
esetben, ha SEM és EDS nem ugyan azon gyartd terméke, a hardverek és hozzajuk tartozo
szoftverek mas fejlesztési koncepcidt kovetnek. A kommunikéciot kozottik interfészek
(adapterek, kapcsolodasi feliiletek) valositjdk meg. Ez azonban tovabbra sem teljesiti az
egyetlen szoftver hasznalatanak kritériumat.

A Sigma 300 katalogusa is dedikalt (egyedileg hozzarendelt) interfészeket emlit SEM és EDS
vezérlésének megvalositasara.  (https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-
electron-microscopes/sigma.html Accessories, Integrated EDS Solution).

A nyertes ajanlattevdé nem jelolte meg a megajanlott EDS eszkoz és szoftver gyartojat,
valamint annak pontos tipusat.

Az ajanlatkérd altal hivatkozott SmartPl szoftver nem a SEM képalkotd szoftver (az a
SmartSEM szoftver), hanem egy specidlis szoftver opcid, a ,,Smart Particle Investigator”
szemcseelemzd szoftvercsomag leirasa. A hivatkozott referencia
(https://www.machinerylubrication.com/Read/2265/zeiss-scanning-electron-microscope) nem
2018. augusztus 17-én, hanem sokkal régebben, 2009. augusztus 17-én jelent meg a
forrashelyen: A szoftver interfészeken keresztiil kapcsolja 6ssze az egyes mikroszkopkezelési
funkcidkat. A szoftver leirdsdban olvashatd (,,Fully integrated solution — Teljesen integralt
megoldas” részben): ,,.SmartPI keeps all data together, assuring both SEM and EDS data
integrity and efficient data recall.”, melynek felel6s forditasa: ,,A SmartPI az Osszes adatot
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egyiitt tartja, biztositva mind a SEM, mind az EDS adatok integritdsat (az adatok
sértetlenségét) és a hatékony adat visszahivast.” Tehat a SmartPI a szoftvercsomag egyes
szoftverei altal mentett adatokat hiv vissza és nyit meg a csomag masik szoftverében, de a
funkciokat kiilon szoftver egységek latjak el, melyet alatamaszt a nyetes ajanlattevé korabbi
véalasza, ahol kilonall6 szoftvereket SmartSEM és SmartEDX szoftvereket emlitett.

A Zeiss ezen specialis szoftverhez kapcsolodoan a sajat honlapjan az alabbiakat szerepelteti:
https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/microscope-software/smartpi.html

»Even when the EDS system is sourced from an EDS supplier, the entire SmartPI system is
supported by the global ZEISS service and applications team — keeping all customer care
under one roof”, melynek felelds forditasa: ,,Még ha az EDS mas gyart6tdl szarmazik is, az
egész SmartPl rendszer a globdlis Zeiss szerviztdl és applikacids csoporttdl tdmogatott, a
felhasznalorol vald gondoskodast egy kézben tartva.” Ez alapjan egyértelmiien igazolt, hogy
az EDS szoftver nem Zeiss terméke, képalkotast konkrétan elvégzd szoftver lehet nem azonos
az EDS spektrumot felvevo szoftverrel. Kettejiik kozotti kapcsolatot csak atkapcsolassal tudja
Zeiss megvalositani.

24, A kérelmez6 3. elemében a jogorvoslati kérelmének a 3.7. értékelési szempont
tekintetében megajanlott ajanlati elemet kérte vizsgalni. A folyamatos nagyitas optikai képrél
(pl. navigacios kép) az elektronmikroszkdpos képig elvarast, miszerint ezt a funkciot egy
gomb haszndlatdval kéri elérni, a nyertes ajanlattevd eszkdze nem teljesiti.

Ez a funkci6 akkor teljesithetd, ha az optikai, vagy navigacios kép ¢és az
elektronmikroszkdpos kép egymasba bedgyazott. Az optikai, vagy navigacidos kép nagyitas
nélkiil (vagy kevesebb, mint 1X nagyitdssal) kijelzett. A megajanlott termék a katalogus
alapjan nem tud nagyitani az optikai képrdl az elektronmikroszkopos képig (x600.000) egy
gomb haszndlataval. A katalogus 8. oldalan lathatd kép mutatja be a kamera képét, melyet a
lokaci6 meghatarozasara haszndlnak. Ez a kép nem bedgyazott az elektronmikroszkopos
képbe, igy a nagyitds nem folyamatos. A katalogus szerint az elektronmikroszkdpos nagyitas
also hatara x10, igy az optikai €s elektronmikroszképos kép kozott rés van.

A navigacios rendszert bemutaté dokumentum szerint a felhasznalonak a navigacidhoz a
Stage Navigation ablakot a f6 képernyén kell megnyitnia, majd ez utan térhet vissza az a
nagyitas valtoztatasara szolgalé gombhoz a Zeiss SEM Stage Control Board-on a tovéabbi
beallitasokhoz. Fentiekre tekintettel Zeiss nem teljesiti a fenti értékelési részszempontot. A
fentiekben hivatkozott felhaszndloi utmutato relevans részének (13. oldal 1.3.3. pont) felelds
forditasa:

,, The Stage Navigation tool can be launched from the docking side-panel seen on the right of
the main viewing window. Click the arrow on the panel to expand it and then double-click the
item labelled Stage Navigation. The window that opens shows both a side and top-down view
of the currently selected carousel relative to the electron beam. It is important to make sure
that the carousel that is currently in use is the one selected in the Sample Holder dropdown
near the bottom right of the window. Once properly selected, finding theright sample is as
easy as double-clicking on the appropriate label in the top-down carousel view. Again, it is
important to have the TV detector channel selected before moving the stage by large amounts,
as is common while using the Stage Navigation tool. Once the sample of interest is roughly in
line of the electron beam, it is customary to revert back to using the SEM Stage Control board
for further adjustments.”
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A Stage Navigation eszkdz a dokkolo oldalsé panelbdl elindithatd, amely a fénézeti ablak
jobb oldalan talalhat6. Kattintson a panelen 1év0 nyilra a kibontashoz, majd kattintson duplan
a Stage Navigation elemre. A megnyilo ablakban a kivalasztott mintatartd az elektron
sugarhoz képest relativ helyzetét mutatja oldal- és feliilnézetben. Fontos, hogy a hasznalatban
1év6 mintatartd a Sample Holder lenyild meniibdl legyen kivalasztva, mely az ablak jobb also
részének kozelében talalhatd. A megfeleld kivalasztas utan a megfelelé minta megtalalasa
dupla kattintassal a megfeleld cimkén a legordiild feliilnézeti karusszelnézetben torténik.
Fontos, hogy nagy mozgatas el6tt, mely gyakori a hasznalatban, a TV detektor csatorna
legyen kivalasztva.

Amikor a kivant mintateriilet nagyjabol az elektronsugéar vonaldban van, visszatérhetiink a
SEM Stage Control board hasznélatdhoz, tovabbi beallitasok elvégzéséhez.”

A vitarendezési kérelemre adott ajanlatkéréi valaszt érintve a kérelmezd eldadta, hogy a
valaszdban nem a vitatott miiszaki tulajdonsdgra reagalt. Az ajanlatkéré szerint ,,a
megjelentett optikai kép szokasos, tipikus nagyitasa és a megajanlott elektronmikroszkop
induld nagyitasa akér azonosan is beallithat6.” Ehhez azonban az optikai képen kalibracioként
referenciapontok felvétele sziikséges, hogy megfeleltessék az elektronmikroszkopos képnek,
mely a folyamatos nagyitast kizarja, mivel a nagyitason kiviil mas miiveletre is sor keriil. A
nyertes ajanlattévo altal csatolt igazold kép navigacidora nem alkalmas, mivel a kozponti
tertileten kiviili részeken a kép erdsen torzitott.

25. A folyamatos, azaz az optikai képrél megszakitds nélkiili munkamenetben az
elektronmikroszkdpos képig funkcio jelentése, hogy az optikai képen elkezdett nagyitas a
nagyitas novelésével a kép atvalt az elektronmikroszkopos képre, minden egyéb bedllitas
valtoztatasa €s munkamenet megszakitdsa nélkiil — belezoomolunk a nagy nagyitasba. A
funkciot a kiegészitd tdjékoztatds szerint egy gomb segitségével kell elvégezni. Ennek
szemléltetésére hivatkozott a kérelmez6 altal megajanlott termék ezen funkcidjat bemutatd
videodra (lizleti titok).

A nyertes ajanlattevd tobb modszerre hivatkozott valaszaban.

Zeiss Image navigation

Kiilsé forrasbol szarmazd kép tolthetd fel. A feltdltés utan az asztalon kell regisztralni,
létrehozva a kalibraciot a kép €s a mikroszkdp asztal kozott. Csak ezutan lehet a kalibralt
képen navigalni (SmartSEM vezérlé szoftver 304. oldal 6.2.18 Image Navigation
(https://chepec.se/assets/related/150320-Zeiss-SmartSEM-software-manual. pdf).

A Kiils6, allvannyal felszerelt kameraval felvett a mintarol késziilt optikai kép korrelal
elektronmikroszkopos képekkel. A folyamatos nagyitas eléréséhez a nagyitas elvégzésén tal
egy keresztezett polaris tartozék (Crossed Polar accessory) sziikséges, illetve az optikai kép
méretét szoftver segitségével kalibralni kell az elektronmikroszkopos képhez (a kalibracio
sziilkségességét a nyertes ajanlattevé is emlitette). Kalibracio nélkiill a nagyitas nem
hasznalhat6, mely nem jelentheti az egy munkamenetben, azaz ,egy gombbal” torténd
alkalmazast, vagyis nem alkalmas a funkcio teljesitésére.

Ezt a rendszert a Zeiss egy kisebb elektronmikroszkopjahoz, a Zeiss Evo rendszerhez ajanlja.
(www.hwkessel.com.pe/web/121728f/EVO-Brochure.pdf 33. old Ease of use).

Zeiss Fisheye mod

A nyertes ajanlattevd a kozbeszerzési eljardsban benyujtott felvilagositasaban hivatkozott az
,Image navigation device” eszkodzre, egy erdsen torzitott atnézeti (elektronmikroszkopos)
képet csatolt igazolasul. Ezen kép a késziilék ,Fisheye” modban torténé mikddését
szemlélteti (SmartSEM vezérld szoftver 72-73. oldal, melyet Sigma 300 hasznal) felhasznaloi
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kézikdnyvében (https://chepec.se/assets/related/150320-Zeiss-SmartSEM-software-
manual.pdf).

A SmartSEM vezérlé szoftver Fisheye mod leirdsa a kovetkezoket rogziti: ,,mivel a kép a
fisheye lencse effektus miatt erésen torzitott, mérés és a nagyitas pontos meghatarozasa nem
lehetséges.” Ennek megfelelden a nyertes ajanlattevo felvilagositasaban szerepl6é azon allités,
miszerint ,,a megjelenitett optikai kép szokésos-, tipikus nagyitasa és a megajanlott
elektronmikroszkop induld nagyitasa akar azonosan is bedllithaté” nem igazolhato, mivel az
induldo kép nagyitdsa sem meghatarozhatd. Az értékelési részszempont optikai képrdl és
elektronmikroszkopos képig nagyitast hataroz meg, az opciondlis Fisheye mod pedig
elektronmikroszkopos képet jelenit meg.

Stage Navigation

A https://www.azom.com/materials-video-details.aspx?VidID=681 cimen elérheté video 3:52
percénél az elektronmikroszkopos kép latdmezejének referencia keresztje jol lathatéan
megjelenik az optikai képen, orientdlva a felhasznaldt arrdl, hogy az optikai kép melyik
részlete lathatd az elektronmikroszkdpos képen. Az 1. monitoron lathatd, a mintardl késziilt
optikai kép, melyen piros kereszt mutatja a latomez6t. A 2. monitoron a nagyitott
elektronmikroszkopos kép kijelzett, nincs folyamatossag a két kép kozott.

A kért funkcido optikai képrdl (pl. navigacios kép) elektronmikroszkopos képre valtd
folyamatos, egy gombbal kivitelezhetd nagyitast ir elé. Ez azt jelenti, egy menetben, mas
valtoztatas/bedllitas nélkiil kell a funkciét megvalositani. Nincs folyamatossag a két kép
kozott. A kért funkcid optikai képrol (pl. navigacios kép) elektronmikroszkopos képre valtd
folyamatos, egy gombbal kivitelezhetd nagyitast ir el6. Ez azt jelenti, egy menetben, mas
valtoztatas/beallitas nélkiil kell a funkciot megvaldsitani.

A kérelmez6 az ajanlatkérd €s a nyertes ajanlattevo altal e korben eldadott nyilatkozataira
reagalva azt adta el6, hogy az Image Navigation funkcidja mikodését a
https://www.youtube.com/watch?v=1Wh3Jb9BF3c cimen elérhetdé vided szemlélteti (1:03
masodperctdl). A videon a képalkotési folyamat részei az optikai képfelvétel kiils6 kameraval,
a mintatipus meghatarozds, az optikai kép a latomezd megjelenitésével, ¢€s az
elektronmikroszkopos nagyitas latszanak.

Az optikai kép és az elektronmikroszkopos kép kiilon egység a folyamatban, az optikai képrol
kiindulva nem jutunk el egy menetben az elektronmikroszkopos képig, at kell valtani egy
masik képre, ahol az elektronmikroszkdopos kép megjelenitett.

Az egyedi képenként felvett elektronmikroszkdpos felvételek  Osszedllitisa a
https://www.youtube.com/watch?v=ura-ofOu7Y8 cimen elérheté videon lathato, melyen a
szoftver az eldzetesen elmentett kiillonb6z0 nagyitast elektronmikroszkopos képeket fiizi
0ssze, melyet kalibralnak az optikai képpel. Ez nem jelent folyamatos atmenetet, lehetetlen
végtelen kis 1épésekben, minden nagyitason minden egyes képet felvenni. A nagyitasban vald
1éptetést az operator a képre torténd kattintassal valtoztatja, ezzel eléhivja a kovetkezd mentett
képet. Amennyiben az ajanlatkéré célja az értékelési szemponttal a navigacio, ebben az
esetben fenti megoldas erre nem alkalmas, mivel az elektronmikroszkopos képeket mar
elézetesen el kellett késziteni, hogy a nagyitast a fenti modon Osszeflizzék, mar elézetesen
navigalni kellett a mintan.

A nyertes ajanlattevd térképes hasonlataval élve, az eldirt funkcid értelmében a felhasznald
nem a térképet kivanja hasznalni, hanem Google Earth-h6z hasonl6 navigéciot kér, ahol ra tud
keresni és egyben nagyitani az adott miincheni utca cimére anélkiil, hogy ehhez kiilon
térképeket kellene hasznalnia.


https://chepec.se/assets/related/150320-Zeiss-SmartSEM-software-manual.pdf
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A Fisheye funkciot vizsgalva a kérelmez6 tovabbra is azt allitotta, hogy az optikai kép nem
azonos az elektronmikroszkopos képpel. Az optikai képek készitéséhez fotonokat, az
elektronmikroszkopos képhez elektronokat hasznalnak. A Zeiss hivatalos informacioi alapjan
hivatkozott adatok szerint a Fisheye mod nagyitdsa nem meghatarozhato, azt mas nagyitassal
Osszehangolni ezért nem lehet. A mod 100 V-0s gyorsitofesziiltségen igen kis energian
késziil, nagyon nagy munkatavon (15-50mm). Ezek a beallitasok nem a Zeiss képalkotasi
bedllitasai. Ebben az esetben sem teljesiil, hogy az optikai képrdl nagyit a rendszer az
elektronmikroszkopos képig.

26. A kérelmezo tanut allitott el0 a targyalasra €s sziikség esetén kérte a jogorvoslati
kérelemben foglaltak kdrében vitatottak szakmai aldtdmasztasara meghallgatni.

Az ajanlatkéro észrevétele

27. Az ajanlatkérd kérte az allaspontja szerint alaptalan jogorvoslati kérelem elutasitasat.

28. A kozbeszerzési eljardsban a 3.2. értékelési részszempont (1. kérelmi elem)
vonatkozasaban a 2018.06.13-i Kkiegészitd tajékoztatasaban a felbontast az ISO/TS
245597:2011 szerinti derivativ modon kérte meghatdrozni. A nyertes ajanlattevé megajanlott
termék (Zeiss Sigma 300) katalogusaban a felbontasi értékeknél a kovetkezd adatok
talalhatok:

Zeiss Sigma 300
Elektronforras Schottky fényforras
Felbontas* 30 kV-on (STEM) 1.0 nm
Felbontas * 15 kV-on 1.0 nm
Felbontas * 1 kV-on 1.6 nm
Felbontas * 30 kV-on (VP mod) 2.0nm

*optimalis munkatavon, az tizembe helyezés soran, a felbontas az atvételi teszten 1kV-on és
15 kV-on igazolt.

Az értékelés sordn elfogadta és nem vitatta, hogy a SEM elméleti fizikai torvényszeriisége
szerint magasabb kV érték jobb felbontést biztosit. A STEM utalas allaspontja szerint azért
szerepel a katalogusban, mert ez az lizemmodd dontd részben a STEM felhaszndlok szamara
jelent informaciot, mivel ilyen mddban van értelme ilyen nagy gyorsitéd fesziiltséget hasznalni.
Ez a kifejezés azonban nem jelenti azt, hogy a késziilék ne tudnd teljesiteni a megajanlott
feltetelt.

A kérelmezd altal az elektronmikroszkopok detektorai tekintetében eldadta, hogy a nyertes
ajanlatban sehol sem szerepelt STEM detektor. A hivatkozott kataldgusadat csak arra utal,
hogy, hogy 30kV-os gyorsitofesziiltséget jellemzéen STEM modban hasznaljak.

Az In-Lens detektorok altalaban jobb felbontést biztositanak, mint a "hagyomanyos" pl. ET
detektorok (http://www.globalsino.com/EM/page4603.html).

A linkben talalhat6 Figure 4603c képen is latszik, a fliggdleges tengelyen a felbontas mértéke
(nm) a vizszintesen pedig a gyorsitod fesziiltség értéke (kV) van. Az abran jol latszik az In-
Lens (sarga gorbe) technoldgia nagyobb kV értékek mellett bdven az 1 nm felbontés ald is
képes menni.



http://www.globalsino.com/EM/page4603.html
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Az Everhart-Thornley (ET) médban a jo felbontashoz kell a magasabb kV érték, 20 kV-on
meg sem Kozeliti az In-Lens felbontasat.
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29. A Carl Zeiss kamra szekunder elektron detektort hasznal. A fizika szabalyai szerint, ha
egy elektronmikroszkop 15kV gyorsitofesziiltség mellett képes 1nm felbontas teljesitésére, az
30kV gyorsitéfesziiltség mellett is képes erre. A De Broglie-képlet alapjan minél magasabb a
gyorsitofesziiltség, annal alacsonyabb hullamhossz érhetd el. Az alacsonyabb hullamhossz az
Abbe-egyenlet alapjan nagyobb felbontoképességet tesz lehetdvé. A felbontas
hulldmhosszfiiggd, azaz minél kisebb a hullamhossz, anndl nagyobb a felbontds. Az
elektronmikroszkdépban  alacsonyabb  gyorsitd  fesziiltség nagyobb  hulldmhosszu
elektronsugarakat gerjeszt, nagyobb gyorsité fesziiltség pedig révidebb hullimhossza
elektronsugarakat.

Gyorsito fesziiltség (kV) Hulldmhossz (nm)

50 0,0055
100 0,0039
200 0,0025
1000 0,0012

(forras:
https://myscope.training/legacy/sem/background/concepts/whatisresolution.php#detail)
youtube - How To Increase SEM Resolution - Northwestern University

(Hogyan novelhetd a SEM felbontasa, valasz a videdban 2 perc 40 masodpercnél:
https://youtu.be/mOhNA4bO9KY).

A 15kV/1nm adat elérhetd a Carl Zeiss prospektusaban
(https://applications.zeiss.com/C125792900358 A3F/0/821E6142 AE9C5305C1257E1B0031B
3A1/%24FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf).
http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab/meresleirasok/SEM3.pdf

»A 11. abran is latszik, hogy a SEM-ben altalaban képképzésre felhasznalt termékek koziil a
szekunder elektronok 1-10 nm mélységbdl szarmaznak (a nyalab energidjatol
fliggden). Ezért a legnagyobb felbontas a szekunder elektron képpel érhetd el.”
Ezek biztosan mas forrasokban is megvannak, €s ebbdl levezethetd az egyetem elfogado

magatartasanak indoklésa.


https://myscope.training/legacy/sem/background/concepts/whatisresolution.php#detail
https://youtu.be/m0hNA4bO9kY
https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142AE9C5305C1257E1B0031B3A1/%24FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf
https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142AE9C5305C1257E1B0031B3A1/%24FILE/EN_40_011_096_Sigma_Family_2-3.pdf
http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab/meresleirasok/SEM3.pdf
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30. A 2. kérelmi elem (3.5. értékelési szempont) tekintetében kiemelte, hogy a nyertes
ajanlattevd a késziiléket egy vezérldo szamitogéppel szallitja, amelyben egy teljeskori
vezérlést és mérést lehet6vé tevd integralt szoftverrendszer talalhatd. A szoftverrendszernek
minden ablaka nyitva van a hasznalat soran, ezért a felhasznalénak nem kell az EDS analizis
elvégzéséhez semmilyen mas szoftvert elinditania. A pontelemzés a szekunder vagy
visszaszort elektrondetektoros kép elkésziiltekor azonnal, késedelem nélkiil, és més szoftver
megnyitasa nélkiil elvégezhetd. A nyertes ajanlattevd altal megajanlott termék teljesiti az
értékelési szempont szerinti paramétert.

31. A kérelmez0 allitasaval kapcsolatosan eldadta, hogy az alabbi honlapon olvashatdan a
Zeiss mar 2018. augusztus 17-én megjelentette a SmartPI szoftvert, mely kezeli az EDX
rendszert is masodik szoftver megnyitasa nélkiil is.
(https://www.machinerylubrication.com/Read/2265/zeiss-scanning-electron-microscope) A
,SmartPI integralja a teljes SEM vezérlést, képfeldolgozast, EDX analizist egyetlen egy
applikacidoban”, ezek alapjan fogadtuk el a Zeiss valaszat.

A nyertes ajanlattevd az értékelési szempontnak valé megfelelését tovabba azzal indokolta,
hogy az ¢lokép és a valds id6 csak ugy értelmezhetd, ha az elkésziilt képekre vonatkozik. A
SEM ugyanis soronkénti pasztazassal allitja el6 a képeket, tehat ha egy kép teteje - mondjuk a
fels6 harmada - mar kész van, és éppen a kozépsé harmadanal jar a soronkénti pasztazas,
akkor e felsé harmad mar nem ,,é16” és nem beszélhetiink ,,valds idor6l” sem. A szoftveres
integracié utan (amit 2018. oktdber 15-én dobtak piacra) az interneten is fellelheté a
parhuzamos miikodésre ¢és a dedikalt, egyszerre miikodd felhasznéloi feliiletre vonatkozd
utalasok. (https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-
microscopes/sigma.html)

32. A 3. kérelmi elem vonatkozasaban (3.7. értékelési szempont) az ajanlatkérd kiemelte,
hogy alldspontja szerint a nyertes ajanlattevé altal megajanlott késziilék szoftvere képes
optikai képek beolvasisara. A megjelenitett optikai kép szokasos, tipikus nagyitdsa és a
megajanlott elektronmikroszkop induld nagyitasa akdr azonosan is beallithatd. A nagyitas
novelésével az elektronmikroszkopos kép latomezeje megjelenik az optikai képen, orientalva
a felhasznalot, hogy az optikai képen lathatd minta melyik részét lathatja az
elektronmikroszkopos képen. Ehhez a felhasznalonak csak szoftverben elhelyezett nagyitasi
gombot kell hasznélnia, igy egy munkameneten beliil egy gomb haszndlataval megvalosul az
eldirt funkcio.

33. Az ajanlatkérd fontosnak tartotta kiemelni, hogy az elektronmikroszkopos és az
optikai kép nem hatarozhatdé meg egzakt mddon, azaz hogy hanyszoros nagyitasig mindsiil
egy kép optikainak. Ez nagymértékben fligg a minta méretétdl, az alkalmazott
munkatdvolsagtdl (vagyis a minta €s az elektronoptikai oszlop véglencséjének tavolsagatol)
valamint attol, hogy egy adott minta makro és mikrostrukturdjanak jellemzd méretei esetén
mit nevezilink optikai és elektronmikroszkdpos képnek. Az optikai kép alatt alapvetéen egy
kis felbontasu képet kell érteni. Ez elsdsorban navigacios célt szolgal (eligazodas az adott
mintan beliil).

Egy ilyen kép tobb modon is eldallithatd, pl. hagyomanyos lencsével. Azonban a navigacios
cél akkor is meg tud valosulni, ha ez a kis felbontasti (optikai) kép eldallithatd az
elektronmikroszkdpos modszerrel.

A Carl Zeiss SEM egy Gemini tipusi széles nagyitastartomanyon haszndlhato
elektronoptikaval rendelkezik, amely elektronoptika széles nagyitastartoméannyal rendelkezik.


https://www.machinerylubrication.com/Read/2265/zeiss-scanning-electron-microscope
https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html
https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html
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Ez a legkisebb nagyitdson képes olyan széles latomezds képalkotasra, amelyen lathaté a
minta-asztal teljes feliilete és annak kornyezete. Majd ebbdl a képbdl torténd nagyitas ezutan
egyetlen gomb forgatasaval elérhetd.

Pontosan az elektronmikroszkop nagyitastartomanya teszi lehetévé, hogy az
elektronmikroszkopos modszerrel 1étrehozhaté legyen egy kis nagyitasi (egyben nagy
latomezejli) kép ahhoz, hogy a tajékozodas megvalosithato legyen.

34. Az ajanlatkér6 tanut allitott eld a targyalasra a vitatott dontésének a
megalapozottsaga korében kérte meghallgatni.

Az egyéb érdekelt Carl Zeiss Technika Kft. észrevétele
35. A nyertes ajanlattevo kérte a jogorvoslati kérelem elutasitasat.

36.  Eljarasjogi kifogassal ¢élve kifejtette, hogy a targyaldson a kérelmezd
érvénytelenségrol attért az értékelési pontozas kifogasolasara, igy egy 0j kérelmi elemmel
egésziilt ki a jogorvoslati kérelem. A jogorvoslati gyakorlat, illetdleg a Kbt. vonatkozo
szabalyai szerint is mind ténybelileg, mind jogilag 0j tények és jogi kifogéasolas ala esd Kbt.
rendelkezések keriiltek megjeldlésre. Ezért elsddlegesen kérte ennek vizsgalatat és sziikség
esetén az igazgatasi szolgaltatasi dij kiegészitésére a kérelmezdt és ennek fényében keriiljon
megtartasra a kovetkezo targyalas. Ezt a nyilatkozatat fenntartotta a masik két kérelmi elem
tekintetében is, amennyiben a kérelmezd ebben a korben is mésképp nyilatkozik, mint ami a
jogorvoslati kérelemben rogzitésre keriilt.

37.  FErdemben eladta, hogy az ajanlata megfelel a kiirasi feltételeknek, az ajanlatkérd
eljarast lezard dontése megfelel a jogszabalyi rendelkezéseknek. A kdzbeszerzési eljarasban
tett nyilatkozatat fenntartva az 1. kérelmi elemben nevesitett 3.2 értékelési szempontnak valod
megfelelés korében a megajanlott késziilékek katalogusadataira reagalva kozolte, hogy azok a
leggyakoribb felhasznalasokra standard koriilmények kozott vonatkoznak. A 30 kV-0s
gyorsitofesziiltség STEM detektoros felhasznalas mellett értelmezhetd, az alkalmazasok dontd
tobbségében igy hasznaljak, ezért a katalogus is erre a felhasznélasra utal. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy az altala megajanlott késziilék szekunder elektron detektorral ne lenne képes
teljesiteni a megadott felbontas értéket. Allaspontja szerint a jogorvoslati kérelemben
hivatkozott allitasok legfeljebb részben igazak, az azokbol levont kdvetkeztetés viszont nem
allja meg a helyét. Az altala megajanlott késziilek képes teljesiteni az eldirast szekunder
elektron detektorral is, és ennek megfeleléen nyilatkozott az ajanlataban és kész az adott
miszaki kdvetelmény teljesitését a betizemelés soran méréssel is igazolni.

38. A fizikaban elfogadott, hogy ha egy elektronmikroszkop 15kV gyorsitofesziiltség
mellett képes 1nm felbontéas teljesitésére, az 30kV gyorsitofesziiltség mellett is képes erre.
Ennek  alatdmasztisara  idézte a  Wikipédia  szocikkének — kiemelt — részét:
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3
p#A_pasztazd_elektronmikroszkop felbontasa ,,A De Broglie-képlet alapjan minél magasabb
a gyorsitofesziiltség, annal alacsonyabb hulldmhossz érhetd el. (Louis de Broglie). Az
alacsonyabb hullamhossz az Abbe-egyenlet alapjan nagyobb felbontoképességet tesz
lehetdvé.”

39.  Tovabbi alatamasztasként utalt a hivatkozott szocikk 11. abraja feletti fejezet végén (9.
oldal) olvashato (http://metal.elte.hu/oktatas/alkfizlab/meresleirasok/SEM3.pdf): ,,A 11. dbran
is latszik, hogy a SEM-ben (Scanning Electron Microscope) altalaban képképzésre felhasznalt
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termékek kozil a szekunder elektronok 1-10 nm mélységb6l szarmaznak (a nyalab

crer

40.  Ha egy pasztazé elektronmikroszkdp kisebb gyorsitofesziiltségnél tudja teljesiteni az
eloirt felbontast, akkor egy nagyobb gyorsitofesziiltségnél még jobb felbontast képes elérni. A
rendelkezésre allo detektorok koziil a szekunder elektron detektorral érhetd el a legjobb
felbontas. Az ET detektor miikddési elve ismert a nyertes ajanlattevo eldtt, az SE1, SE2, SE3
elektronok kiilonb6z6 tulajdonsagai, ezzel egyiitt a Sigma ET detektora képes a megfeleld
felbontés eldallitdsara. A hivatkozott szakirodalmi adatok nem a Zeiss bels6 anyagai, hanem
teljesen fliggetlennek tekinthetd, magyar nyelven publikalt internetes szakirodalmi anyagok,
rdadasul az ELTE jegyzet egy JEOL elektronmikroszkép gyakorlati mérési utmutatdjaval
folytatodik

41. Az ajanlataban nem szerepel STEM detektor. Abban 2 féle szekunder elektron
detektor (SE detektor) is szerepel, amelyet kifejezetten megerdsitett az ajanlatban. (Miiszaki
leiras, Elvart miiszaki paraméterek excel tablazat, 29. sor, Everhart-Thornley SE detektor —
Igen). A megajanlott tipus alapértelmezett kiépitésben tartalmazza mindkettét: Ugynevezett
,lencsébe épitett” (In-lens) szekunder elektrondetektor (Let6ltheté pdf prospektus, 28. oldal,
elso sora:
https://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/821E6142 AE9C5305C1257E1B0031B3
AL1/$FILE/EN_40 011 096 Sigma_Family 2-3.pdf ,,In-lens SE detektor, felel6s forditasban
»lencsébe épitett szekunder elektron detektor”). Ez valoban nem miikddtethetd 20kV
gyorsitofesziiltség folott, de nem is allitotta, hogy ezzel kivanja teljesiteni a felbontas eldirast.
A hagyomanyos szekunder elektron detektor a kamraban helyezkedik el és képes a fent
idézett szakmai szempontok alapjan a felbontas teljesitésére.

A kérelmezd altal hivatkozott katalogusadat (1nm 30kV (STEM) minddssze arra utal, hogy
30kV-o0s gyorsitofesziiltséget jellemzden atesd, tehat vékony mintametszeteken athatold
modban haszndljék, elsésorban a nagyobb energidji elektronok nagyobb athatold képessége
miatt. A modern trendeknek megfelelden feliileti vizsgalatanal — tehat az alap tizemmodban -
a kisebb gyorsitofesziiltség melletti jo felbontas a fontos, ezért adja meg ezt a gyartdo 15kV
gyorsitofesziiltségnél nagyobb gyorsitdfesziiltségeknél jobb lenne a felbontas, de mas hatasok
miatt, pl. egyes anyagok feltdltddése a gyakorlatban ez nem alkalmazott.

A felbontéas eldiras teljesitésének igazolasara csatolta a gyar kozpontjanak nyilatkozatat:
,Felbontast igazolé dokumentum a Sigma 300-as téremisszids pasztazd elektronmikroszkop
csalad vonatkozasdban: Térbeli felbontas: A Sigma 300-as termék specifikacios
dokumentumban megadott adatokon talmenden igazoljuk, hogy széria termékiink teljesiti a
kovetkezo értéket: SE kamra detektor 30kV: 1nm”

A gyartdi nyilatkozat, ami ugyanolyan bizonyité erdvel bir, mint a kérelmezd Aaltal
hivatkozott, eszkdzre vonatkoz6 gyartoi katalogus egyértelmiien igazolja, hogy a megajanlott
eszkoz teljesiti az eldirt értéket.

42. A 2. kérelmi elemben hivatkozott 3.5 értékelési szempontnak valo megfelelést tekintve
az altala megajanlott mikroszkop integralt modon tartalmazza a Smart szoftverrendszert a
SmartSEM és SmartEDX modulokkal. Erthetd, ha a kérelmezé szamara nem ismert a
2018.10.15.-én megjelent SmartEDX modul. Ezzel a szoftverrendszerrel a kért pontelemzés a
megjelenéssel egyidében elvégezhetd akar szekunder akar visszaszort SEM képen.

Utalt tovabba az ajanlatkéré 2. és 3. sz. kiegészitd tajékoztatasaban az ezzel kapcsolatos
eléirasokra.

Eszerint a megajanlott eszkoznek képesnek kell lennie azonnali pontelemzésre a szekunder és
visszaszort ¢l0 képen masodik szoftver megnyitasa nélkiil, ugyanazon szoftver kezelje a
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képalkotast és az EDS analizist, a vizsgalt teriilet valds idejii elemanalizise a SEI/BEI
megfigyelés kozben (kép, spektrum, analizis eredménye és az elemek egyszerre
megjelenitettek), az EDS spektrumnak egy iddben kell megjelennie az €16 képen kijelzett
képpel.

A késziiléket egy vezérld szamitogéppel szallitja, amelyben egy teljes korti vezérlést és mérést
lehetové tevd integralt szoftverrendszer taldlhatd. Ennek az integralt szoftverrendszernek
minden ablaka nyitva van a hasznalat soran, a felhaszndlonak az EDS analizis elvégzéséhez
nem kell semmilyen mas szoftvert elinditania (hasonléan egy operacids rendszerhez). A
pontelemzés a szekunder vagy visszaszort elektrondetektoros kép elkésziiltekor azonnal,
idobeli késedelem nélkiil, mas szoftver megnyitasa nélkiil elvégezhetd. A nyertes ajanlattevo
e korben iizleti titkot képezé dokumentaciot csatolt.

Kiemelte, hogy a kozbeszerzés targyat képezd pasztazod elektronmikroszkop soronként
tapogatja le a minta feliiletének egy téglalap alaku darabjat. Ahogy a vezérld elektronika
eldszor a legfelsd sorban az X tengely mentén 1épteti a pasztazo elektronnyalabot, majd egyet
Iépve az Y tengely mentén lefelé letapogatja a kdvetkezd sort. Ez igy megy soronként egyre
lejjebb, mig a kép legalsé soranak végére ér. Ez egy kis id6t vesz igénybe, ahhoz hogy
megfeleld legyen a jel/zaj ardny ugyanazokat a sorokat tobbszor is le kell tapogatni egymas
utan (soronkénti atlagoléds). Ezen kiviil pontonkénti és képenkénti atlagolast is lehet végezni.
Részletdus, jo jel/zaj ardnyt képek elkészitése tobb percig is eltarthat, de ez erdsen fligg a
minta anyagatél. Annak természetesen nincs akadalya, hogy az elektronmikroszkop
folyamatosan pasztdzzon, azaz a kép aljara érve rogton Ujrakezdje a pasztazast a kép tetején
annak aldtdmasztasara, hogy a szakirodalom is idében bontott miikodési modnak tekinti a fent
leirt pasztdzé moédot és igy hatarozottan megkiilonbozteti a SEM rendszereket az azonos
idében képet alkoto TEM (transzmisszids elektronmikroszkop) rendszerektdl, hivatkozott a
kovetkezd linkre:
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1szt%C3%A1z%C3%B3_elektronmikroszk%C3%B3
p#Képalkotds idében bontott (pasztdzo) rendszerekkel

,Képalkotas idoben bontott (pasztazo) rendszerekkel

Képek eldallithatok a vizsgalt objektum tulajdonsagainak idében eltérd, részletenkénti
megfigyelése és detektalasa, majd ezek sikvetiiletének megfelelé rendszer szerinti
rekonstrukcidjaval.[6] A targy egyes részleteinek leképzése ilyenkor idOben szétvalasztva,
egymas utan torténik.”

A kozbeszerzés targyat képez6 SEM mikroszkopok tekintetében valds €loképrdl és valos
idejli képalkotasrol csak olyan értelemben beszélhetiink, ami a frissen elkésziilt képre vagy
éppen befejezett képre vonatkozik, mert amikor a folyamatos pasztdzas soran a kép alja
kirajzolodik, akkor a tetején 1évé sorok mar régen elkésziiltek és egy multbeli allapotot
mutatnak. Az €léképet ezek alapjan ,,éppen elkésziilt kép” értelemben hasznaljuk.

Az ajanlatkérd eldirdsa az azonnali pontelemzés korében a szekunder és visszaszort €16 képen
masodik szoftver megnyitasa nélkiil. Az ajanlatdban erre igen valaszt adott, mivel €ppen
elkésziilt képen a pontelemzés azonnal elvégezhetd, akar szekunder, akar visszaszort
detektorral késziiltek. Mindehhez nem kell masodik szoftvert megnyitni, hiszen ezek azonos
idében elérhetéek ¢és dedikalt felhasznaloi feliilettel rendelkeznek. Ennek alatdmasztasara
idézte a megajanlott Sigma 300-as tipus weboldalat: ,, Take advantage if Sigma Element, an
integrated EDS solution with high usability and low-kV sensitivity. Improve usability by
using only one PC to control both your EDS and ZEISS SEM. At the same time, paralell
control is possible by having dedicated user interface for microscope and EDS control.
(https://www.zeiss.com/microscopy/us/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html)
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Feleloés forditasban: ,,Tartozékok a Zeiss Sigma 300-hoz Beépitett EDS megoldas
Nagyfelbontasu képalkotas €s alacsony energiaju analizis egyidOben.

Hasznélja ki az integralt EDS megoldast ny0jté6 Sigma Element eldnyeit, mely kimagasloan
alkalmazhat6 és alacsony gyorsitofesziiltségek mellett is érzékeny. Noveli hasznalhatosagat,
hogy egyetlen szamitégép elegendd az EDS rendszer és a ZEISS SEM vezérlésére.
Ugyanakkor a dedikalt felhasznaloi feliileteknek kdszonhetéen parhuzamosan hasznalhat6 a
mikroszkdp és az EDS vezérlése.”

Az ugyanazon szoftver kezelje a képalkotast ¢s az EDS analizist elvarast is képes az altala
megajanlott eszkoz teljesiteni. A fenti idézet alatamasztja, hogy kozos felhasznaléi feliileten
parhuzamosan kezeli a rendszer a képalkotast és az EDS analizist.

A vizsgalt teriilet valos idejii elemanalizise a SEI/BEI megfigyelés kozben (kép, spektrum,
analizis eredménye ¢és az elemek egyszerre megjelenitettek), a wvalos idoét itt a kép
elkésziiltének idejére kell érteni, mivel a kép szekvencialisan, sorrol-sorra alakul ki. SEI/BEI
(szekunder és/vagy visszaszort elektronmikroszkopos) megfigyelés kdzben a kép, ill. az EDS
rendszerbdl szarmazoé spektrum, analizis eredménye és elemek egyszerre jelennek meg a
képernyon.

Az EDS spektrumnak egy idében kell megjelennie az €16 képen a kijelzett képpel elvarasnak
megfeleléen az EDS spektrum egyszerre, egy idében lathaté a képernyén az él6 képen
kijelzett képpel — azzal a kiegészitéssel, hogy az €16 képen megint csak a teljes mértékben az
utolso sorig lepasztazott képet kell érteni.

43. A 3.7 értékelési szempontnak vald megfelelés korében (3. kérelmi elem) megajanlott
mikroszkop képes optikai képrdl is és nagy latdmezejii SEM képrdl is navigdlni. Mindkét
megoldas alkalmas a funkcid6 megvalositasara. Az értékelési szempontban meghatarozott
folyamatos nagyitas ugyanazon gomb kovetelmény megfogalmazasa nem zarja ki sem
elozetes kalibracios pontok felvételét, sem a peremtorzitdsok minimalis mértékére nem ad
eldirast. fgy a megajanlott berendezés miiszaki megoldasa kielégiti a megadott feltételt, és a
minimalis peremtorzitas nem befolyasolja a navigacios funkciot.

A nyertes ajanlattevd allaspontja szerint ebben az értékelési részszempontban egy funkcid
megvalositasardl van sz6. Ez a funkci6d azt jelenti, hogy egyetlen folyamatos miivelettel
lehessen széles nagyitastartomanyban képet alkotni. Ez a széles nagyitastartomany az
értékelési résszempont megfogalmazasa szerint a kozelebbrél nem definialt optikai és
elektronmikroszkopos nagyitasok kozotti tartomdanyt jelenti. A funkcid elbirasanak egyik
céljat a navigacio.

Ennek a funkcionak a teljesitése nagymértékben fiigg a minta méretétdl, az alkalmazott
munkatdvolsagtdl (vagyis a minta és az elektronoptikai oszlop véglencséjének tavolsagatol),
valamint attol, hogy egy adott minta makro- és mikrostruktirdjanak jellemz6é méretei esetén
mit neveziink optikai €s elektronmikroszkopos képnek. Az optikai kép egy kis nagyitasu képet
jelent, ezt eld lehet allitani hagyoményos fényképezdgéppel, fénymikroszkoppal, kameraval,
de ha az elektronmikroszkép nagyitastartomanya lehetévé teszi, akkor a célnak ugyanugy
megfelelhet egy elektronmikroszkopos kép. A funkcié szempontjabol mindegy, hogy milyen
uton allitjak el6 a képeket, a 1ényeg az, hogy kell egy kis nagyitast (egyben nagy latdbmezejii)
kép ahhoz, hogy tajékozodni lehessen a mintan. Hasonlattal élve, ha Németorszagon beliil kell
megtalalni Miinchent, akkor el6sz6r nem a Miinchen térképet kell elévenni, hanem a
Németorszag térképet.

Példaval is érzékeltetve a minta lehet egy 3x3 mm-es kézet darab, amely teljes egészében
megjelenithetd az elektronmikroszkoppal egy kisebb nagyitdssal és barmely részletébe
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belenagyithatunk 1.000.000x-o0s nagyitassal, ahol csak néhany ezred vagy milliomod mm-es
részletek latszodnak. A fent emlitett részletek nincsenek definidlva az ajanlatkérd értékelési
szempontjaban.

Azt is hangstlyozta, hogy tobb modszerrel megfelel az ajanlatkérd eléirasanak.

Image navigation (kép alapjan torténd navigacid): A kérelmezd beadvanyban hivatkozott
forras egy 2012 novemberében kiadott SmartSEM felhasznaloi kézikonyv. Azdta valtozott a
Zeiss navigécios kameraja. Az ) kamera lehetdvé teszi, hogy kiilon regisztracio, kalibracid
nélkiil is felhasznalhatd legyen navigacios célra. Az értékelési szempontban nem volt eldirva
az, hogy nem lehet elézetes bedllitdsi miiveleteket elvégezni csak az, hogy a nagyitas
elvégzése legyen folyamatos, egy gombbal elvégezhetd. Ezzel egyiitt a navigacios kamera 1j
valtozata mar a beallité miiveleteket sem igényli.

A képnavigaciés mod miikodésének illusztralasara becsatolt egy képet, amelyen egyszerre
lathatd a navigacids kép és az elektronmikroszkopos részletkép. A jobb oldali navigacios
képen piros téglalap jelzi az elektronmikroszkdopos kép helyét.

A megajanlott késziilék mikodésének bemutatasara kiilon mellékletben csatolt egy linket,
amelyen egy video felvétel talalhato, melynek tartalma tizleti titok.

A felvételen a jobb oldali navigacids kép és az elektronmikroszkdpos kép is nagyithato kiilon,
egyszerlien az egér gorgdjével szabadon navigdlhat a mintdn. Ezzel az lizemmodddal is
megvalosithato az ajanlatkérd eldirasa.

Ezen feliil ugy is torténhet a navigacio a képen, hogy kihasznalasra keriil a Sigma 300
elektronoptikdjanak széles latomez6 tartomanya. A legkisebb nagyitason a Sigma 300 képes
egy teljes mintarol attekintd képet alkotni, majd ennek a képnek a kis részleteit a nagyitas
gomb forgatdsaval leképezni. Az eldzetes vitarendezés sordn becsatolt képen egy ilyen
attekintd kép lathatd ugynevezett Fisheye (halszem) mddban. Valojaban a megfeleléshez a
nagyitastartomany Fisheye kiterjesztése a kis nagyitasok felé nem is sziikséges, mert a Sigma
300 mar az alap nagyitas tartomanyaban is elegendden széles hatarokkal rendelkezi

Ezen tények alapjan az altala megajanlott eszkoz teljesiti, valamennyi fent emlitett értékelési
feltételt. Az ajanlatkérd felvilagositas kérésére megfeleléen bemutatta, hogy az egyes
értekelési szempontokat a megajanlott eszk6z milyen mddon teljesiti, ennek megfelelon az
ajanlatkérd jogszerlien értékelte az ajanlatat, és a kozbeszerzési eljarast lezar6 dontése
megfelel a Kbt. rendelkezéseinek.

44, Hivatkozott arra, hogy korabban 2016. ¢l6tt az EDS detektort gyartd cégek teljesen
kiilon kiegészitd eszkozként arultdk detektoraikat. Ez kiilon detektort, kiilon szdmitogépet,
kiilon szoftveres kornyezetet jelentett. Az EDS elemanalizis elvégzéséhez a pasztazo
elektronmikroszkop képalkotasat le kellett allitani, a kép kimerevedett, az EDS rendszer
szoftvere atvette a vezérlést és elvégezte az elemanalizist, megjelenitette a spektrumot €s az
elemeket. A Zeiss 2016 sordn kezdett egy integracios folyamatba. Eldszor csak azonos
szamitogépen futott a két szoftver, de kiillon megnevezés és brand név alatt (Zeiss SmartSEM
a pasztazd elektronmikroszkop vezérlésére és EDAX Apex (gyartd) az EDS rendszer
vezérlésére). Az integracid Ujabb 1€pése volt, hogy a két szoftverrendszert a Zeiss teljesen
egybeintegralta, a piacon kizarolagosan ZEISS brand név alatt arulja és a szoftvereket
modulokként integralta SmartSEM ¢és SmartEDX megnevezéssel. A katalogusban ez 2018.
oktober 15-én jelent meg, de ez az informdcid elétte mar méjusban ismert volt.

45.  Bizonyos ¢értelemben minden szoftver tobb, egymadssal egylittmiikddé szoftver
részletbdl all. Akkor beszélhetiink integralt szoftverrendszerrdl, ha a kiilonbozd részek
egylittes miikodése olyan 11j lehetdségeket teremt, amelyek a részek kiilon-kiilon hasznélatdval
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nem allithatd el6. Az Uj megoldas f6 jellemzdje, hogy integralt, magyarul beépitett,
egybeépitett. A kérelmezd altal hasznalt Word-Excel hasonlatndl maradva inkabb olyan a
SmartSEM — SmartEDX egyiittmiikodése, mint az Excel beépiild moduljai vagy egy
operacios rendszer egyes elemei.

A masik ismérve a kiilonalld szoftvereknek, hogy a felhasznalonak kiilon el kell inditania
valamilyen alkalmazast és gondoskodnia kell az adatok atvitelérdl: az egyik alkalmazas
eredményét lementeni, a masikkal pedig ezt megnyitni. A beépiil6 modulok esetében a
felhasznalé szamara nem észlelhetd, hogy a hattérben tobb modul dolgozik és nem kell
megnyitnia semmit, igy egy szofverrendszerrdl beszéliink. A
https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/scanning-electron-microscopes/sigma.html az
Accessories részben van egy rovid dokumentacié. Eszerint az EDAX — ennek a termékének a
vonatkozasaban - egy olyan egyszeri beszallitova valt, mint a tobbi tobb szdz meg nem
nevezett és iizleti titokként kezelt beszallitd. Méas megfogalmazasban az EDAX ebben a
szerepében ugynevezett OEM gyartd, azaz ezt a terméket nem arulja 6nallé termékként,
kizarolag a Zeiss részére és kizarolag abbol a célbdl, hogy 1) elektronmikroszkopokba
integraljak.

Mar a korabbi, az ajanlattételkor ismert alacsonyabb integraltsagi foku miiszaki megoldas is
teljesitette az ajanlatkérd eldirdsait, de a késdbb megjelent, a piacon 2018. oktober 15-én
bejelentett tovabbfejlesztett miliszaki megoldas csak még nagyobb mértékben alkalmas erre.
Természetesen — mint a gyartd 100%-os tulajdonaban 4ll6 kereskedelmi képviseletnek — mar
a piaci bejelentés el6tt voltak ismeretei a tovabbfejlesztett valtozatrol.

46. A nyertes ajanlattevé a Dontébizottsag altal megtartott masodik targyalast kdvetden
nyujtott be észrevételt, amit a Dontdbizottsag a Kbt. 160. § (4) bekezdése alapjan nem vett
figyelembe a dontése meghozatalakor.

A Dontébizottsag dontése és annak indokai

47. A Dontébizottsag a felhivas feladasanak idépontjaban 2018. majus 18. napjan hatalyos
Kbt. rendelkezések alapjan biralta el a jogorvoslati kérelmet.

48. A Dontdbizottsag a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgalata eldtt az ajanlatkéré azon
hivatkozasat vizsgalta meg, hogy a kérelmez6 a jogorvoslati kérelmét 0j kérelmi elemekkel
egeészitette-e ki a jogorvoslati eljarasban akkor, amikor az értékelés soran hozott ajanlatkérd
dontés korében a nyertes ajanlattevd érvénytelenségének a vizsgalata helyett az ajanlatkérdi
pontkiosztast, annak helyességét vitatta és ezért ki kellett-e az igazgatasi szolgaltatasi dijat
egészitenie a kérelmezdnek.

49. A KbDbt. 2. § (7) bekezdése szerint e torvény szabalyaitol csak annyiban lehet eltérni,
amennyiben e torvény az eltérést kifejezetten megengedi.

50. A Kbt. 3. § 16. pontja szerint kérelmi elem a Dontébizottsdghoz benyujtott
jogorvoslati kérelemnek az az elkiilonithetd része, amely tartalmazza a jogsértének vélt
kérelmezetti eljarasi cselekményt, magatartast, dontést vagy mulasztast a megsértett
jogszabdlyi rendelkezés(ek) megjelolésével, valamint a Dontébizottsdg dontésére iranyuld
inditvanyt és annak indokait, azzal, hogy a kérelmez6 ajanlatanak vagy részvételi
jelentkezésének érvénytelenségét megallapitod ajanlatkérdi dontés vitatasa egy kérelmi elemet
képez, kivéve, ha valamely érvénytelenségi okhoz egyéb jogkdvetkezmény is fiizédik.
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51. A Kbt. 148. § (1) bekezdése alapjan a DontObizottsag eljarasa kérelemre vagy
hivatalb6l indul.

(2) Kérelmet nyujthat be az ajanlatkérd, az ajanlattevd, kozds ajanlattétel esetén barmelyik
ajanlattevo, a részvételre jelentkezd, kozos részvételi jelentkezés esetén barmelyik részvételre
jelentkezd vagy az egyéb érdekelt, akinek jogat vagy jogos érdekét az e torvénybe {itk6z6
tevékenység vagy mulasztas sérti vagy veszélyezteti. Az ajanlati, ajanlattételi vagy részvételi
felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok, illetve ezek médositdsdnak, valamint a 113. § (1)
bekezdése szerinti tdjékoztatds jogsértdé volta miatt kérelmet nytjthat be a kozbeszerzés
targyaval Osszefliggd tevékenységli kamara vagy érdekképviseleti szervezet is. (E
bekezdésben foglaltak a tovabbiakban egyiitt: kérelmezg)

52. A Kozbeszerzési Dontdbizottsag eljarasaért fizetendd igazgatasi szolgaltatdsi dijrol
sz616 45/2015. (X1. 2.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan a DontObizottsag kérelemre
indult eljarasaért - ideértve a koncesszidés beszerzési eljarassal kapcsolatos jogorvoslati
eljarast is - igazgatasi szolgaltatasi dijat kell fizetni.

A (3) bekezdése szerint az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke a Kbt. 3. § 16. pontja szerint
megjeldlt kérelmi elemek szamdhoz igazoddan a kdvetkezo:

a) 1-3 kozotti szamu kérelmi elem esetében a dij mértéke megegyezik a (2) bekezdés szerint
meghatarozott dsszeggel,

b) 4-6 kozotti szamu kérelmi elem esetében a (2) bekezdés szerint meghatarozott dsszeg
125%-a.

53. A Dontdbizottsdg az egyéb érdekelt hivatkozasa alapjan megvizsgalta a jogorvoslati
kérelem tartalmat. Ez alapjan azt allapitotta meg, hogy a kérelmezd az egyéb érdekeltnek,
mint nyertes ajanlattevonek a 3.2, 3.5. és a 3.7 értékelési részszempontokra adott vallalasat
vitatta az 1-3. kérelmi elemében és azt allitotta, hogy az abban foglalt vallalasok nem teljesitik
az ajanlatkérd eldirdsaban meghatarozott miszaki tartalmat. Ezzel Osszefiiggésben a
kérelmezd az egyéb érdekelt ajanlatdnak érvénytelenségét allitotta a jogorvoslati kérelmében,
mint jogkdvetkezményt és ezt kérte a jogorvoslati eljarasban megallapitani is, a megjelolt
jogszabalyi rendelkezések is ennek megfeleléen a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjara
tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja voltak.

94. A jogorvoslati eljardsban a kérelmezd az értékelési szemponthoz kapcsolddoan a
kifogasolt ajanlatkérdi dontést valtozatlan tartalommal és indokolassal fenntartotta, csupan az
értékelésre tekintettel nem az egyéb érdekelt ajanlatanak az érvénytelenségét allitotta és kérte
vizsgalni, hanem a pontkiosztads korében kérte annak vizsgalatat. A kérelmezd a megjelolt
jogszabalyi rendelkezéseket is ennek megfeleléen Kbt. 69. § (3) bekezdésére illetéleg a Kbt.
77. § (4) bekezdésére pontositotta.

55. A Dontdbizottsag ezt a pontositdst nem tekintette 0j kérelmi elemnek, mivel a
kérelmezd a Kbt. 3. § 16. pontjaban meghatarozott kérelmi elem fogalmat alapul véve
mindvégig az értékelés korében végzett ajanlatkérdi eljarast és dontést kifogasolta. Az
ajanlatkérdi eljaras vonatkozasadban az annak alapjaul szolgéld tényallast, annak indokait nem
modositotta, a jogkovetkezményre vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket pontositotta. A
jogorvoslati kérelem mindvégig az ajanlatkéréi értékelését kérte vizsgalni, a Dont6bizottsag
tajékoztatasa alapjan a kérelmezé a jogkdvetkezmények tekintetében az érvénytelenség
helyett a megfeleld pontkiosztds elmaradasat kérte megallapitani, mely alapjan azonban a
kérelmezd a kérelmet nem egészitette ki 1j elemmel. A kérelmezd tovabbra is kérte a
jogsértés megallapitasat és az ajanlatkéronek a 3. részben hozott dontése megsemmisitését €s
vele szemben birsag kiszabasat, mely nem tekinthetd 0j elemnek az eléterjesztett kérelemhez
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képest, illetve ezen utdbbi elemek a Dontdbizottsag dontésére irdnyuld inditvanyok voltak, a
kérelmezd ezeket pontositotta a jogorvoslati eljarasban.

Erre tekintettel a Dontébizottsdg nem hivta fel a kérelmez6t tovabbi igazgatasi szolgaltatasi
dij megfizetésére.

56. A Dontébizottsag a kérelmez0 és az ajanlatkérd bizonyitasi inditvanyat mellézte, hogy
az altala nevesitett és a targyalasra eldallitott tantikat hallgassa meg. A DontObizottsag a
targyalason lehetové tette a feleknek, igy a kérelmezonek is, hogy a Kbt. 160. § (2) és (4)
bekezdése alapjan a targyalast kovetden részletes észrevételeket tegyenek a targyalast
kovetéen megtett nyilatkozatokra és a targyalason elhangzottakra.

57. A Kbt. 144. §-a alapjan alkalmazand¢ altalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz616 2016.
évi CL. torvény (Akr.) 62. §-a alapjan /A4 ténydllds tisztdzdsa]

(1) Ha a dontéshozatalhoz nem elegendéek a rendelkezésre all6 adatok, a hatdsag bizonyitasi
eljarast folytat le.

(2) A hatosagi eljarasban minden olyan bizonyiték felhasznalhat6, amely a tényallas
tisztazasara alkalmas. Nem hasznalhat6 fel bizonyitékként a hatosag altal, jogszabalysértéssel
megszerzett bizonyiték.

(3) A hatosag altal hivatalosan ismert €s a koztudomasu tényeket nem kell bizonyitani.

(4) A hatosdg szabadon valasztja meg a bizonyitds modjat, és a rendelkezésre allo
bizonyitékokat szabad meggy6zddése szerint értékeli.

58. Az Akr. vonatkoz6 szabalya alapjan a DontSbizottsag nem hallgatta meg a kérelmez6
¢s az ajanlatkérd altal elGallitott tantkat, mivel a szabadon megvalaszthatd bizonyitasi
eszkozok koziil az Akr. 63. §-aban és a Kbt. 160. §-aban nevesitett ajanlattevé nyilatkozatot
valasztotta.

59.  Ezt kovetden azt vizsgalta meg a DontObizottsag, hogy az ajanlatkérd a kifogasolt
harom kérelmi elem tekintetében az eldirasanak megfeleléen végezte-e el a nyertes
ajanlattevé 3.2., 3.5. és 3.7. értékelési részszempontja tekintetében (1-3. kérelmi elem) az
értékelést.

60. A relevans rendelkezések a kovetkezok:

Az EUROPAI PARLAMENT és a TANACS 2014/24/EU IRANYELVE (2014. februar 26.) a
kozbeszerzésrol és a 2004/18/EK irdnyelv hatalyon kiviil helyezésérdl (tovabbiakban:
2014/24/EU Iranyelv)

(89) bekezdése szerint ,,az odaitélési szempontok fogalma ezen irdnyelv kozponti elemét
képezi. Ezért a rd vonatkozo rendelkezéseket a lehetd legegyszeriibb €s legésszeriibb mddon
kell megfogalmazni. Ez a ,,gazdaséagilag legelonyOsebb ajanlat” kifejezés t6 koncepcioként
valé hasznalataval érhetd el, hiszen végsd soron minden nyertes ajanlatot aszerint kell
kivalasztani, hogy az egyes ajanlatkérd szervek a felkinaltak koziil mit tekintenek a gazdasagi
szempontbol, dsszességében legmegfelelobb megoldasnak. A 2004/17/EK és a 2004/18/EK
iranyelvbdl ,,gazdasagilag legelonyosebb ajanlat” néven ismert odaitélési szemponttal valo
Osszetévesztését elkeriilendd, e fogalom megnevezésére mas kifejezést, a ,,legjobb ar-mindség
arany”-t célszerti alkalmazni. Ezt kovetkezésképpen az emlitett iranyelvekkel kapcsolatos,
vonatkoz6 itélkezési gyakorlattal 6sszhangban kell értelmezni, kivéve, ha ezen irdnyelv ettdl
egyértelmiien jelentdsen eltéré megoldast tartalmaz.

(90) A szerzddéseket olyan objektiv szempontok alapjan kell odaitélni, amelyek biztositjdk az
atlathatosag, a megkiilonbdztetésmentesség €s az egyenld banasmod elvének a betartasat ezzel
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garantdlva az ajanlatok értékének egymadssal vald objektiv Osszehasonlitasat annak
meghatarozasa céljabol, hogy — a valddi verseny feltételei mellett — melyik a gazdasagilag
legelonyo6sebb ajanlat. Kifejezetten rendelkezni kell arr6l, hogy a gazdasagilag legelonyosebb
ajanlatot a legjobb ar-mindség arany szempontja alapjan kell kivalasztani, amely szempontnak
mindig magaban kell foglalnia egy ar- vagy koltségelemet. Hasonloképpen egyértelmiivé kell
tenni, hogy a gazdasagilag legelonydsebb ajanlat ezen értékelése elvégezheto kizardlag az ar-
vagy a koltséghatékonysag alapjan is. Emlékeztetni kell tovabba arra, hogy az ajanlatkérd
szervek miiszaki leirasok vagy szerzddésteljesitési feltételek alkalmazasaval szabadon
hatarozhatnak meg megfelelé minéségi standardokat. Annak eldsegitése érdekében, hogy a
kozbeszerzés soran fokozottan el6térbe keriiljon a mindség, a tagéllamok szdmara
engedélyezni kell, hogy — amennyiben ezt megfelelének tartjdk — a ,,gazdasagilag
legelonyosebb ajanlat” kivalasztasa céljabol megtiltsdk vagy korlatozzak a kizardlag az ar
vagy a koltség értékelésén alapulo elbirdlast. Annak érdekében, hogy a szerzddések odaitélése
soran érvényesiiljon az egyenld bandsmod elve, az ajanlatkérd szerveket kotelezni kell arra,
hogy biztositsak az ahhoz sziikséges atlathatosagot, hogy valamennyi ajanlattevd ésszerlien
tdjékozodhasson a szerzddés odaitélése soran alkalmazott szempontokrdl és szabalyokrol. Az
ajanlatkérd szerveket ezért kotelezni kell arra, hogy megadjak az odaitélési szempontokat és
az egyes szempontokhoz rendelt relativ sulyozdst. Mindazonaltal az ajanlatkérd szervek
részére — kellden indokolt esetben, amelyre magyarazatot kell tudniuk adni — engedélyezni
kell, hogy ne tiintessék fel az értékelési szempontok stlyozisat, amennyiben a sulyozés,
kiilondsen a szerzddés Osszetettsége miatt, nem allapithatd meg elére. Ilyen esetekben a
szempontokat csokkend fontossagi sorrendben kell megadniuk.

(92) A legjobb ar-mindség arany értékelésekor az ajanlatkéré szerveknek meg kell
hatarozniuk, hogy melyek azok a kdzbeszerzés targyahoz kapcsolodd gazdasagi és mindségi
kritériumok, amelyeket e célbol alkalmazni fognak. E szempontoknak tehat lehetévé kell
tenniiik az egyes ajanlatok kinalta teljesitményszintek Osszehasonlitdsat a kozbeszerzésnek a
miszaki leirasban meghatarozott targya figyelembevételével. A legjobb ar-mindség arannyal
Osszefiiggésben ez az irdnyelv tartalmazza a lehetséges odaitélési szempontok nem teljes
kort, de tobbek kozott kornyezetvédelmi és szocidlis szempontokat is tartalmazo felsorolasat.
Az ajanlatkérd szerveket 0sztonozni kell az olyan odaitélési szempontok vélasztasara,
amelyek kivaldo mindségli €s az igényeiknek a lehetd legjobban megfeleld ¢épitési
beruhazasok, aruk és szolgéltatasok beszerzését teszik lehetdveé.

A Kbt. 50. § (2) bekezdés I) pontja szerint az eljarast megindit6 felhivasnak tartalmaznia kell
az ajanlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdasagilag legelonydsebb ajanlatot nem kizéarolag
az ar vagy kizdr6lag a 78. § szerint meghatarozott koltség alapjan valasztjadk ki, a
gazdasagilag legelonyosebb ajanlatra vonatkozd értékelési szempontok stlyozadsat
(kivételesen sorrendjét) is fel kell tiintetni.

(4) Az eljarast megindito felhivasnak €s a tobbi kdzbeszerzési dokumentumnak minden
esetben biztositania kell, hogy annak alapjan a gazdasdgi szereplok egyenld eséllyel
megfeleld ajanlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nydjthassanak be.

A Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint az ajanlatot és a részvételi jelentkezést a gazdasagi
szereplonek a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott tartalmi ¢és formai
kovetelményeknek megfelelden kell elkészitenie és benyujtania.

A (2) bekezdés alapjan az ajanlatnak tartalmaznia kell kiilondsen az ajanlattevd kifejezett
nyilatkozatat az ajanlati vagy ajanlattételi felhivas feltételeire, a szerzddés megkotésére €s
teljesitésére, valamint a kért ellenszolgaltatasra vonatkozoan.
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A Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerint

(1) Az ajanlatok és részvételi jelentkezések elbiraldsa sordn az ajanlatkéronek meg kell
vizsgalnia, hogy az ajanlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a kozbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek.

(2) Az ajanlatkéré koteles megallapitani, hogy mely ajanlat vagy részvételi jelentkezés
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasagi szerepld, akit az eljarasbol ki kell zarni. Az
ajanlatkéré a birdlat sordn az alkalmassagi kovetelmények, a kizardé okok és a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumok eldzetes ellendrzésére koteles az egységes eurdpai
kozbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb
tekintetben a részvételi jelentkezés €s az ajanlat megfeleloségét ellendrizni, sziikkség szerint a
71-72. § szerinti birdlati cselekményeket elvégezni. Az ajanlatkérd az egységes eurdpai
kozbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejlileg - tobb szakaszbol allo
eljarasban a részvételi szakaszban - ellendrzi a nyilatkozatban feltiintetett, a (11) bekezdés
szerint elérhetd adatbazisok adatait is.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapjan megfelelonek talalt ajanlatokat az ajanlatkérd az
értékelési szempontok szerint értékeli.

A Kbt. 76. § (1) bekezdése alapjan az ajanlatkérd koteles az eljarast megindito felhivasban
meghatarozni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapjan a szamara - az adott
esetben szocialis, tarsadalmi ¢és kornyezetvédelmi szempontbol is - gazdasagilag
legelony0sebb ajanlatot kivalasztja (a tovabbiakban: értékelési szempontok).

(2) Ertékelési szempontként alkalmazhatoak

a) a legalacsonyabb ar,

b) a legalacsonyabb koltség, amelyet az ajanlatkéré altal meghatarozott koltséghatékonysagi
modszer alkalmazasaval kell kiszamitani, vagy

c) a legjobb ar-érték aranyt megjelenitdé olyan - kiilondsen mindségi, kornyezetvédelmi,
szocialis - szempontok, amelyek kozott az ar vagy koltség is szerepel.

(3) A legjobb ar-érték aranyt megjelenitd értékelési szempontok vonatkozhatnak tobbek
kozott a mindségre, miiszaki értékre, esztétikai €s funkcionalis tulajdonsagokra.

(13) Az ajanlatkérd a kozbeszerzési dokumentumokban olyan eldirasokat hatdroz meg,
amelyek biztositjak, hogy az ajanlatkéré az ajanlattevok altal benyujtott informaciokat
ellendrizni tudja annak megallapitasa érdekében, hogy az ajanlat mennyiben felel meg az
értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajanlatkérének meg kell gy6zddnie az ajanlattevo
altal benyujtott informacidk helytallosagarol.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan az ajanlatkéré az ellenszolgaltatast vagy koltséget
tartalmazo értékelési szemponton vagy alszemponton kiviili értékelési szempontokkal
(alszempontokkal) 0Osszefliggd ajanlati elemmel kapcsolatban az eljarast meginditd
felhivasban jogosult meghatarozni az adott ajanlati elem azon legkedvezobb szintjét, amelyre
¢s az anndl még kedvezdbb vallalasokra egyarant az értékelési ponthatar felsd hatdraval
azonos szamu pontot ad. Az ajanlatkérd barmely szempont tekintetében jogosult
meghatarozni olyan elvarast, amelynél kedvezdétlenebb az adott ajanlati elem nem lehet.

(4) Az eljaras nyertese az az ajanlattevd, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezdbb
ajanlatot tette és ajanlata érvényes.

A Kbt. 81. § (1) bekezdése értelmében a nyilt eljaras olyan, egy szakaszbol allo kozbeszerzési
eljaras, amelyben minden érdekelt gazdasagi szerepld ajanlatot tehet.
(2) A nyilt eljaras ajanlati felhivassal indul.
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(11) A nyilt eljarasban nem lehet targyalni. A nyilt eljarasban az ajanlatkérd a felhivasban és a
kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott feltételekhez, az ajanlattevé az ajanlatdhoz
az ajanlattételi hatarido lejartatol kotve van.

61. A koOzbeszerzési eljards célja az, hogy ajanlatkéré6 a Kbt.-ben meghatarozott
rendelkezések alapjan ugy valassza ki az eljaras eredményeként megkotendd szerzodést
teljesitd ajanlattevét, hogy betartsa a Kbt. kogens szabdlyait, az alapelveket, tovabba a
kozosségi jog altal meghatarozott jogi normakat.

A kozbeszerzési torvény 2. § (7) bekezdése szerint a torvényben rogzitett rendelkezések
kogensek, attol csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt maga a térvény megengedi.

A Kbt. kdgencigjara tekintettel megallapithato, hogy az ajanlatkérének a Kbt. 50. §-a szerint
kell az eljarast megindité felhivas tartalma tekintetében eljarnia. Ez alapjan a felhivast akként
kell elkészitenie, hogy az minden esetben biztositsa, hogy annak alapjan a gazdasagi
szereplok egyenld eséllyel megfeleld ajanlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést
nyujthassanak be.

A kozbeszerzés targyara, a nyertes ajanlattevd kivalasztasara vonatkozo adatokat, értékelési
szempontokat a kozbeszerzési dokumentumokban gy kell megadnia az ajanlatkérének, hogy
annak alapjan a gazdaséagi szereplok meg tudjak itélni, hogy az eljarasban tudnak-e ajanlatot
tenni illetve egyértelmiien meg tudjak allapitani, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket
a nyertes ajanlattevo kivalasztasa érdekében az ajanlatkérd vizsgalni fog.

62. A Kbt. kogens szabalyai alapjan az ajanlatkéré koteles megvizsgalni az altala
nevesitett értékelési szempontrendszernek valdo megfelelést, a Kbt. 76. § (13) bekezdése
kifejezetten rogziti, hogy az ajanlatkérd a kozbeszerzési dokumentumokban olyan eldirasokat
hataroz meg, amelyek biztositjadk, hogy az ajanlattevok altal benyujtott informéaciokat
ellendrizni tudja annak megallapitdsa érdekében, hogy az ajdnlat mennyiben felel meg az
értékelési szempontoknak. Kétség esetén az ajanlatkéronek meg kell gy6zddnie az ajanlattevo
altal benyujtott informaciok helytallosagarol. Ez azt jelenti, hogy minden esetben az
ajanlatkéré kotelezettsége az értékelési szempontoknak vald megfelelés vizsgalata, ezt
helyette nem végezheti el semmilyen szervezet vagy személy. Az ajanlatkérd kotelezettsége
tovabba az eljarast lezard dontés meghozatala. A megalapozott dontést az ajanlatkérének kell
meghoznia, ezt a Dontdbizottsdg nem hozhatja meg az ajanlatkérd helyett a jogorvoslati
eljaras eredményeképpen.

63. Az ajanlatkérd és az ajanlattevd tekintetében a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapjan az
ajanlattételi hataridében beall a kotottség, az ajanlatkérd az eldirdsaihoz, az ajanlattevd az
ajanlatahoz kotve van.

Ez olyan garancidlis szabaly, amely alapvetd az ajanlatok biralata és értékelése tekintetében,
mivel ettdl az idOponttol kezdddden az ajanlatkérd csak azt kérheti szamon az ajanlattevoktol,
meghatarozott. Ezeket az elvarasokat azonban koteles szamon kérni és adott esetben meg kell
gy6zddnie azok helytallosasarol.

64. A fentickben hivatkozottak alapjan a Dontébizottsdg a konkrét kozbeszerzési eljaras
adatai alapjan az 1-3. kérelmi elemek tekintetében azonosan a kovetkezdket allapitotta meg.
Az ajanlatkérd az eljarast meginditd felhivasaban az értékelési szempontrendszerében tobb
mindségi €s egyben funkcionalis tulajdonsagot kivant értékelni a nyertes ajanlattevd személye
kivalasztasa korében. A jogorvoslati eljarasban vizsgalt 3.2., 3.5. és 3.7. alszempontok szerinti
funkciondlis tulajdonsagok vallalasa sordn az ajanlattevoknek egyrészt konkrét értéket kellett
megadniuk illetve bizonyos funkciondlis tulajdonsagok meglétérdl kellett nyilatkozniuk. Az
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ajanlatkérd e korben a kdzbeszerzési dokumentumokban semmilyen alatdmasztdo dokumentum
benyujtasat nem kérte, a vallalas korében nyilatkozni kellett annak meglétérol. Az ajanlatkérd
a kozbeszerzési eljaras 3. részében a dontése meghozatalakor elfogadta az ajanlattevik
ajanlati nyilatkozatait a vizsgalt értékelési résszempontoknak valdo megfelelést tekintve.

65. A kérelmezd az ajanlatkéré ezen dontése ellen eldzetes vitat kezdeményezett, mely
soran az ajanlatkérd felvilagositast kért az egyéb érdekelttdl a kérelmezd altal
megfogalmazottak kozlésével. Az egyéb érdekelt a feltett kérdésekre megadta a valaszat,
amely nem tartalmazott semmilyen lényegi alatdmasztast a megajanlas vonatkozasaban. Az
ajanlatkérd az egyéb érdekelt valaszat elfogadta és elutasitotta az eldzetes vitarendezési
kérelmet.

66. A jogorvoslati eljarasban a kérelmezd tovabbi adatokkal, tényekkel, hivatkozasokkal
tamasztotta ald az ajanlatkér6i dontés megalapozatlansagat tartalmazo kérelmét, amely
korében az ajanlatkéré és az egyéb érdekelt is nyilatkozatot tett, majd erre a kérelmezd
tovabbi adatokra hivatkozva tovadbbra is vitatta az egyéb érdekelt altal vallalt megajanlas
tartalmat.

67. A fentiek alapjan a Dontébizottsdg azt allapitotta meg, hogy az ajanlatkéro
kozbeszerzési eljaras 3. részében meghozott dontése az értékelés korében nem volt
megalapozott. A jogorvoslati eljaras adatai alapjan egyértelmiien megallapithato, hogy az
ajanlatkér6 az egyéb érdekelt kifogasolt részszempontokra adott vallaldsat nem vizsgélta meg
a megalapozott dontéshez sziikséges mélységben, ¢és a kérelmezd altal az eldzetes
vitarendezés soran felvetett kifogasokat sem vizsgélta meg megfelelden.

68. Az ajanlatkérd kotelezettsége, hogy a felmeriilt kétség esetén gy6z6djon meg az
ajanlattevd altal benyujtott informaciok helytallosagardl. A jogorvoslati eljards soran
egyértelmiien kétségek mertiiltek fel az egyéb érdekelt vizsgalt értékelési részszempontok
korében adott vallalasa tekintetében, hogy azok megfelelnek-e az ajanlatkéréi eldirasoknak.
Az ajanlatkérd a kérelmei elemek alapjan nem gy6z4dott meg arrdl, hogy a nyertesnek
nyilvanitott ajanlatban a 3.2. értékelési részszempont korében a megajanlott eszkoz képes-e a
megajanlottak szerint 30 KV gyorsitofesziiltség mellett az 1 nm képfelbontasra. A
rendelkezésre all6 adatok szerint az ajanlatkérd a 3.5 értékelési részszempontnal sem vizsgalta
meg az elvartaknak megfelelden, hogy a megajanlott eszkdz azonnali pontelemzésre képe-se a
szekunder és visszaszort €l6 képen masodik szoftver megnyitdsa nélkiil illetve arrdl sem, hogy
folyamatos nagyitasra képese-e az eszkdz optikai képrol (pl. navigacios kép)
elektronmikroszkopos képig egy gomb hasznalataval. Az ajanlatkéronek meg kell vizsgélnia
az egyéb érdekelt hivatkozott vallalasat abbol a szempontbol, hogy azok megfelelnek-e az
értekelési részszempontokban eldirt elvarasoknak, e korében tételesen meg kell vizsgalnia
azokat a kifogasokat, amelyeket a kérelmezd felhozott a jogorvoslati eljardsban. Az
ajanlatkérd csak az objektiv adatokkal alatamasztott vallalasokat fogadhatja el. Az ajanlatkérd
ezen vizsgalat elvégzését kovetden lesz abban a helyzetben, hogy a kdzbeszerzési eljaras 3.
részében megalapozott dontést hozhasson és eldirasanak megfeleld pontozast alkalmazva
vélassza ki a nyertes ajanlattevot.

69. A Dontdbizottsag a Kbt. 144. § (1) bekezdésében meghatarozott hataskorében eljarva
a — fenti indokokra tekintettel — a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapjan megallapitotta,
hogy az ajanlatkéré megsértette a jogorvoslati kérelem mindharom eleme vonatkozasaban a
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésére és a 77. § (4) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (3)
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bekezdését, ezért az ajanlatkéré Kozbeszerzési eljarasa 3. részét lezard dontését
megsemmisitette és birsagot szabott ki.

70. A Kbt. 165. § (4) bekezdés értelmében a (3) bekezdés d) pontja szerinti birsag 0sszege
— a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — a kozbeszerzési eljards becsiilt
értékének, illetve részajanlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész értékének legfeljebb
10%-a.

Az (5) bekezdés rogziti, hogy ha a kérelemmel érintett jogsértéssel dsszefiiggésben eldzetes
vitarendezést kezdeményeztek ¢s az ajanlatkéré a jogsértéssel kapcsolatban allaspontjat
megkiildte, de egyeb intézkedést nem tett, ezen jogsértés tekintetében a (3) bekezdés d) pontja
szerinti birsag 6sszege — a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — a kdzbeszerzési
eljards becsiilt értékének, illetve részajanlattétel esetében a jogorvoslattal érintett rész
értékének legfeljebb 15 %-a.

A (11) bekezdés alapjan a K&zbeszerzési Dontdbizottsdg annak eldontésében, hogy indokolt-e
a birsag kiszabasa, valamint a birsdg Osszegének, illetve az eltiltas idotartamanak
megallapitdsdban az eset Osszes koriilményét — igy kiilondsen a jogsértés sulyat, a
kozbeszerzés targyat és értékét, a jogsértésnek a kozbeszerzési eljarast lezard dontésre
gyakorolt befolyasat, az e torvénybe litkoz6 magatartas ismételt tantsitasat, a jogsértének az
eljarast segitd az eljarast segitd egylittmiikodd magatartasat, a jogsértés megtorténte és a
jogorvoslati eljaras meginditasa kozott eltelt hosszu id6tartamot, tdmogatasbol megvalosult
beszerzés esetén azt a korlilményt, ha a jogsértéshez mas szerv eljardsban a tdmogatas
visszafizetésére vonatkozé szankcid kapcsolddhat — figyelembe veszi. A birsag 0sszegének ¢€s
az eltiltas idOtartamanak megallapitdsakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés
nyilvanvaloan szandékos volt.

71. A DontObizottsag a birsag kiszabasat indokoltnak tartotta, mivel az ajanlatkérd stilyos
jogsértést kovetett el azzal, hogy nem vizsgalta meg kell6 mélységben a kérelmez6 el6zetes
vitarendezési kérelmében irtak ellenére sem az egyéb érdekelt altal a vizsgalt értékelési
részszempontra adott vallalas tartalmat és felmeriilt kétség ellenére nem végzett tényleges
érdemi vizsgalatot e korben. A Dontdbizottsag a birsag kiszabasanak korében figyelembe
vette tovabba, hogy a kozbeszerzési eljaras 3. részét lezard dontés megsemmisitésével a
jogsérelem reparalhato.

A Dontdbizottsag figyelembe vette azt is, hogy az ajanlatkérd jogsértd eljarasa egyértelmii
kihatassal volt az eljarast lezar6 dontésre, tovabba azt is, hogy az ajanlatkérdé a pasztazéd
elektronmikroszkopot olyan Magyarorszagon és az Eurdpai Unidban is jelentds innovacios
tevékenységéhez szerzi be, mely eléremutato6 a vizgazdalkodas tertiletén.

A Dontébizottsag figyelembe vette a kozbeszerzési eljaras értékét (59.913.333.-Ft), illetve
hogy a tamogatasbol megvaldsult beszerzés esetén azt a koriilményt, ha a jogsértéshez mas
szerv eljarasban a tAmogatas visszafizetésére vonatkozd szankci6 kapcsolodhat.

A torvénybe litk6z6 magatartds ismételt tanusitasa korében a DontObizottsag figyelembe vette
a D.30/2017., a D.813/2016., a D.695/16., a D.152/2016. szamu jogorvoslati eljarasokban az
ajanlatkérdvel szemben jogsértés megallapitasara és birsag kiszabasara sor kertilt.

Azt is figyelembe vette a DontObizottsag, hogy az ajanlatkérd az eljarast segité egyiittmiikodo
magatartas korében a jogszabdlyokban meghatirozott kotelezettségeinek tett eleget, jogait
gyakorolta, ezeken tuli egyiittmiik6d6 magatartast nem tanusitott.

A fentiekben felsorolt indokok alapjan a Dontdbizottsdg a rendelkezd részben nevesitett
birsag kiszabasat tartotta indokoltnak.

72. Az eljarési koltség 0sszegét a Dontobizottsag a kovetkezokre figyelemmel allapitotta
meg a rendelkezd részben meghatarozottak szerint.
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A kérelmez6 299.567.-Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat fizetett meg.
A Dontdbizottsag a kérelmez6 jogorvoslati kérelmének helyt adott.

A Kbt. 151. § (9) bekezdése alapjan, ha a jogorvoslati ligyet lezard érdemi hatdrozatban a
Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt. 165. § (2) bekezdés ¢)-f) pontja szerinti dontést hoz, a
befizetett igazgatasi szolgaltatasi dij haromszazezer forintot meghalado része a kérelmezdnek
a Kozbeszerzési DontObizottsdg érdemi hatarozatanak megkiildését kovetd 8 napon beliil
visszajar. Az igazgatasi szolgaltatdsi dij Osszegébdl haromszazezer forint ilyenkor is a
Kozbeszerzési Hatosag sajat bevétele, amelynek viselésérél a Kozbeszerzési Dontdbizottsag
az Akr. szerint az eljarasi koltségekre vonatkozé ltalanos szabalyok szerint rendelkezik. Az
alaptalan kérelem esetében a dij nem keriil visszatéritésre, a kérelmezd viseli az igazgatasi
szolgaltatasi dij teljes Osszegét.

A Kozbeszerzési Dontobizottsdg eljarasaért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dijrol szolo
45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdései szerint:

(1) A Kozbeszerzési Dontébizottsag az iigy érdemében hozott hatarozataban az altalanos
kozigazgatési rendtartasrol szo6lo 2016. évi CL. torvény 129. § (1) bekezdésétdl eltérden az
eljarasi koltségekrol valdo dontés keretében az igazgatési szolgaltatasi dijrol a (2)-(3) bekezdés
szerint rendelkezik.

(2) Amennyiben a jogorvoslati ligyet lezardé érdemi hatarozatban a Kozbeszerzési
Dontdbizottsag a Kbt. 165. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti dontéseket hoz, a befizetett
igazgatasi szolgaltatasi dij 200 000 forintot meghalado része a kérelmezdnek a Kozbeszerzési
Dontdbizottsag érdemi hatirozatanak megkiildését koveté 8 napon belill visszajar. Az
igazgatési szolgaltatasi dij Osszegébdl 200 000 forint ilyenkor is a Kdzbeszerzési Hatosag
sajat bevétele, amelynek viselésérdl a Kozbeszerzési Dontébizottsag az Akr. szerint az eljarasi
koltségekre vonatkozo altalanos szabalyok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében
a dij nem kerill visszatéritésre, a kérelmezd viseli az igazgatdsi szolgéltatasi dij teljes
Osszegét.

(3) Amennyiben a kérelmezd jogorvoslati kérelmében tobb jogsértés megallapitasat is kérte,
de a Kdzbeszerzési DontObizottsag az ligy érdemében hozott hatdrozataban a kérelemnek csak
részben ad helyt, az igazgatasi szolgaltatasi dijnak a Kozbeszerzési Hatosag (2) bekezdés
szerinti sajat bevételével csokkentett részét az alapos ¢€s alaptalan kérelmek aranyanak
figyelembevételével tériti vissza a kérelmezOnek.

A kérelmezd alapos jogorvoslati kérelmére ellenére a Dontébizottsag nem rendelkezett azt
igazgatasi szolgaltatasi dij visszafizetésérdl, mivel a megfizetett igazgatasi szolgaltatas dij
mértéke ezt nem tette lehetdve.

Az ajanlatkérdt érintd igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésére és az eljaras soran felmeriilt
koltségek viselésére vonatkozo kotelezés a 45/2015. MvM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint
az altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szolé 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.)
129. § (1) bekezdésétdl eltérden a (2)-(3) bekezdésen alapul.

A hatarozat kozigazgatasi perben torténd elbiralasat a Kbt. 170. §-a biztositja.

A Dontdbizottsag tajékoztatja a feleket, hogy jelen hatirozat kozigazgatdsi perben torténd
feliilvizsgalatara a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. évi 1. térvény (a tovabbiakban:
Kp.) 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése szerint a Févarosi Torvényszék
kizarolagosan illetékes.
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A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdése alapjan kotelezd. A kereseti kérelem elektronikus
uton torténd benyujtasa az elektronikus ligyintézés ¢és a bizalmi szolgaltatdsok altalanos
szabalyairdl sz6l6 2015. évi CCXXIL. torvény 9. § (1) bekezdése és a polgari perrendtartasrol
52016 2016. évi CXXX. torvény 608. § (1) bekezdése alapjan kotelezo.

A Dontobizottsag hataskore €s illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul.

Budapest, 2018. december 10.
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